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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans legdeetments-eci-dessous:

e Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e (Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterq a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationall (VEI), qui se présente sous forme de pltres
séparés| traitant chacun d'un sujet défini.
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir égglement le dictionnaire multilingue de ta CEL
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s and definitions contained in the prgsent publi-
ave either been taken from the IEV or|have been
gifically approved for the purpose of this publjcation.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols |and signs
approved by the IEC for general use, readers ard referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

~ |EC 417: Graphical symbols forl use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEIl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— 1EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the |IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
QUATORZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:

384-14 © CEI:1993

CONDENSATEURS FIXES D'ANTIPARASITAGE ET RACCORDEMENT A L‘'ALIMENTATION

iy

AVANT-PROEOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation

mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotech-

niques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questi

normalisation dans les domaines de 1l'électricité et de ique.

Ac effet, la CEI, entre autres activités, publie de na-
tionales. Leur élaboration est confiée i des comités<{d‘ avaux
desquels tout Comité national intéressé par le su ticiper.
Les jorganisations internationales, gouvernementales e gouvernementales,
en lliaison avec la CEI, participent également llabore
étrolitement avec 1'Organisation Internationalé-de ), selon
des iconditions fixées par accord entre les

2) Les décisions ou accords officiels de ¢
quesitions techniques, préparé tes ol sont
reprgsentés tous les Comités a ces questionj,
expriiment dans la plus grande accord internationall
sur |les sujets examinés.

3) Ces Hdécisions const iohs internationales publiits sous
forme de normes, de de guides et agréées co telles
par [les Comités

4) Dans| le but 'un'fla ion internationale, les Comités njationaux
de la CEI s'eéngag de fagon transparente, dans toute la mesure
possl|ible, les ohales de la CEI dans leurs normes natfionales
et rggionaleé rgence entre la norme de la CEI et la norme| nationa-
le op régj ante doit étre indiquée en termes clairs dans cette
dernfiére

La Norme EI 384-14 a été établie pér le comité d'études {0 de

la CEI: résistances pour équipements électroniques.

Cette depxiéme édition annule et remplace la premidre édition parue en 1P81, et

constitup\une révision technique. :

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote
40(BC)792 40(BC)809

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur

le vote

ayant abouti 3 l'approbation de cette norme.
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1)

2)

3)

4)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 14: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED CAPACITORS FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SUPPRESSION
AND CONNECTION TO THE SUPPLY MAINS

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide
organization for standardization comprising all national electrotechn
committees (TEC National Committees). The object of the IE
interpational cooperation on all questions concerning stgndardization
electfrical and electronic fields. To this end and in addi
activjiities, the IEC publishes International Standards
is entrusted to technical committees; any IEC Natig
in t subject dealt with may participate in this
Interpational, governmental and non-governmentag
the IEC also participate in this preparation.
with the International Organization for Stafidardi
with ponditions determined by agreement bgtwee

The fprmal decisions or agreeme
prepafed by technical committ
having a special interest there
possiple, an international con
with.

They have the form of
form pf standards
Nationhal Committees

In order to p
undertake to apgp a
extent possible e i atiohal and regional standards. Any diverge

unification, IEC National Committee

ical

to promote

in the
r
ion

érested

ipg with

psely
rdance

as

in the
by the

tional Standards transparently to the mEximum

hce
between the,. JEX the corresponding national or regional standard
shall in the 1latter.
Internatft 3 C 384-14 has been prepared by IEC technical committee
40: Capagito ] istors for Electronic Equipment.
This secpnd'edition/cancels and replaces the first edition published in ]981 and

constitutes/a technical revision.

The text of this standard is based upon the following documents:

DIS Report on Voting

40(C0)792 40(C0)809

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
QUATORZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES D'ANTIPARASITAGE ET RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION

SECTION UN - GENERALITES

Géneralités

Domaine d'application

La présente norme est applicable aux condensateurs fixes et aux combi-
naisons résistance/condensateur d'antiparasitage utilisés dans, ou en
association avec, les appareils électroniques ou electrlques et les
mpchines ou les condensateurs seront reliés a une alime
tension inférieure ou égale & 500 V (tension continue fficace
B la tension alternative) entre conducteurs 3 250 tinue

d
ol valeur efficace de la tension alternative) entfe quel-
c

h présente norme prescrit les essais qui le

L

c .

Lh spécification d'équipement applicab}€ utres
ppsitions de circuit ol des condensatdurs 1S53 i Es

d ‘

Les combinaisons de deux & & reinte
spnt incluses dans le domaine

it dans la
n - ] -
eme enceinte, n'excéde

s 1 kQ.

Leés combi
résistanc (o)

bnt incluseg

L
dpomaine d'applica
m
p

ésistance de décharge pour le condengateur
¢ d'application de cette norme.

erfivironnements spéciaux (chutes de gouttes|(d'eau,
) doivent satisfaire 3 des exigences complémentaires.

L'objet de cette norme ‘est de prescrire les valeurs préférentielles
des caractéristiques, de choisir, dans la Publication 384-1 (1982) de

la CEI, les procédures d'assurance de la qualité et les méthodes d'essai

et de mesure appropriées et de fixer les exigences générales pour ce type
de condensateurs. Les sévérités d'essai et les exigences prescrites dans
les spécifications particuliéres doivent étre d'un niveau égal ou supérieur
& celui de la présente spécification intermédiaire, un niveau inférieur
n'étant pas permis.

De plus, 1l'objet de cette norme est de fournir un programme d'essais de
sécurité qui devra étre utilisé par les laboratoires nationaux d'essai dans
les pays ol la qualification par de tels laboratoires est exigée.
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1

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 14: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED CAPACITORS FOR ELETROMAGNETIC INTERFERENCE SUPPRESSION
AND CONNECTION TO THE SUPPLY MAINS

SECTION ONE - GENERAL

General
Scope

This standard applies to fixed capacitors and resistor-capacitor combina-

tions for electromagnetic interference suppression (fo callpd radio
interference suppression) for use within, or associa elertronic

of electrical apparatus and machines where the capacy connected
tp a supply mains with a voltage not exceeding 508 V a.c.
(F.m.s.) between conductors or 250 V d.c. or 2 between
any one conductor and earth and with a frequency no i D Hz.

This standard prescribes tests which are appropriatea bression
cgapacitor is to be connected to the suo-ly ins' relevant equipment

specification may also prescribe othe s where capacitors

meeting the requirements of this spe

o i i c ; i oné enclosure are ipcluded
w

S within the scope of thlis stan-
dard provided thg esis i same enclosure, and the|resul-
tant equivalent ie ists tie combination does not exceed 1 kQ.
Parallel resig apac i ombinations where the resistor acts as
.aldischa ' pdcitor are within the scope of this
standard.

on“the application of electromagnetic interference
yn capacitors see IEC Publication 940.

The\principal object of this standard is to prescribe preferred ratings
and characteristics and to select from IEC Publication 384-1 (1982), the
appropriate quality assessment procedures, tests and measuring methods and
to give general performance requirements for this type of capacitor. Test
severities and requirements prescribed in detail specifications referring
to this sectional specification shall be of equal or higher performance
level, lower performance levels are not permitted.

A further object of this standard is to provide a schedule of safety tests
to be used by National Testing Stations in countries where approval by such
stations is required.
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1.

3

Documents de référence

Publications de la CEI

Publication 60-1 (1989):

Publication 62 (1992):

Publication 63 (1963):

—~10 - 384-14 © CEI:1993

Techniques des essais & haute tension.
Premiére partie: Définitions et prescrip-
tions générales relatives aux essais.

Codes pour le marquage des résistances et
des condensateurs.

Séries de valeurs normales pour résistances
et condensateurs.

Modification No. 1 (1967)

Modification No. 2 (1977)

Hublication 68:

Hublication 335-1 (1976):

Hublication 384-1 (1982):

Bublication 384-8 (1988):

Eublicat38

Publicatiq 36 (1976):

Essais d'environnemen

les
e partie:

eurs fixes utilisés dans |les

3 électroniques. Huitiéne partie:
ation intermédiaire: Condensateurs
¥’ diélectrique en céramique |[de classe

ondensateurs fixes utilisés dans [les

équipements électroniques. Neuviénle partie:
Spécification intermédiaire: Condensateurs
fixes & diélectrique en céramique |[de classe
2.

Plans et régles d'échantillonnage jpour les
contréles par attributs.

Classification des matériels électlriques et
électroniques en ce qui concerne lla protec-
tion contre les chocs électriques.

Publication 760 (1989):

Publications 664 et 664A:

(1980 et 1981)

Publication 685:
(1980 et 1983)

N

Bornes plates a connexion rapide.

Coordination de 1l'isolement dans les
systémes (réseaux) 3 basse tension y compris
les distances d'isolement dans l'air et les
lignes de fuite des matériels.

Appareils de connexion (jonction et/ou déri-
vation) pour installations électriques fixes,
domestiques et similaires.
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1.3 Related documents

IEC Publications

Publication 60-1 (1989): High-voltage Test Techniques.
Part 1l: General Definitions and Test
Requirements.

Publication 62 (1992): Marking Codes for Resistors and Capacitors.

Publication 63 (1963): Preferred Number Series for Resistors and
Capacitors.

Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

d

ublication 68: Environmental Testing

ectrical
inements.

Hublication 335-1 (1976):

Hublication 384-1 (1982): onic

cation.

onic
fication:
tric,

Hublication 384-8 (1988):

onic
guipment. Part 9: Sectional Speciffication:
ixed Capacitors of Ceramic Dielectric,

<::> Class 2.

Hublicatiog . Sampling Plans and Procedures for [Inspection
by Attributes.

Hublication 384-¢

Hubli¢ 4 : Classification of Electrical and Hlectronic
Equipment with regard to Protection Against
Electrical Shock.

Bublicatiq 60 (1989): Flat, Quick-connect Terminations.

Publications 664 and 664A: Insulation Co-ordination within Low-voltage

(1980 and 1981) Systems including Clearances and Creepage
Distances for Equipment.

Publication 685: Connecting Devices (junction and/or tapping)

(1980 and 1983) for Household and Similar Fixed Electrical

Installations.
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1.4

1.4,

1

Publication 940 (1988):

CISPR Publication 17 (1981):

Publication QC 001001 (1986):

Publication QC 001002 (1986):

~12 - 384-14 © CEI:1993

Guide d'emploi des condensateurs, résistan-
ces, inductances et filtres complets d'anti-
parasitage.

Méthodes de mesure des caractéristiques
d'antiparasitage des éléments de réduction
des perturbations radioélectriques et des
filtres passifs.

Régles fondamentales du Systéme CEI d'assu-
rance de la qualité des composants électro-
niques (IECQ).

Modification No. 1 (1992)

Régles de procédure du Systéme CEI d'assu-

Publication de 1'ISO

Norme ISO 3 (1973):

la présente spécifi

Note. -Lorsque les documents ci-de

rance de la qualité des composantsg électro-
niques (IECQ).
Modification No.

1

Nombres no S normaux.

mentionnés dans un arxticle de
e‘ vigueur doit étre [utilisée,
2

polr laquelle 1'édition in-

p Y O T

2

nt de la spécification particuliére-

ne doivent pas prescrire d'exigences
ou

les contiennent des exigences plus sévéres,
ind/iquées au paragraphe 1.9 de la spécificlation
dans les programmes d'essai, par exemple| par un

commodité,

Les, informations suivantes doivent étre données dans chaque spéciffication
pprticuliére et les valeurs fixées doivent de préférence étre cholisies parmi

celles données dans l'article approprié de la présente spécification inter-

médiaire.

Dessin d'encombrement et dimensions

-

Il doit y avoir une illustration du condensateur destinée 3 faciliter son
identification et sa comparaison avec d'autres condensateurs. Les dimensions
et leurs tolérances associées qui affectent 1l'interchangeabilité et le mon-
tage doivent &tre données dans la spécification particuliére. Toutes les
dimensions doivent de préférence étre données en millimétres, mais, lorsque
les dimensions originales sont données en inches, les dimensions métriques
correspondantes en millimétres doivent étre ajoutées.
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1.4

1.4,

1

Publication 940 (1988):

CISPR Publication 17 (1981):

Publication QC 001001 (1986):

Publication QC 001002 (1986):

— 13—

Guidance Information on the Application
of Capacitors, Resistors, Inductors and
Complete Filter Units for Radio Inter-

ference Suppression.

Methods of Measurement of the Suppression
Characteristics of Passive Radio Inter-
ference Filters and Suppression Components.

Basic Rules of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).
Amendment No. 1 (1992)

Rules of Procedure of the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components

JISO Publication:

ISO Standard 3 (1973):

e

Note. -The above references apply to
Publication 68, for which t

test clauses of thg:ifgi;a
nformation to be given in de

(IECQ).
Amendment No. 1 (1992

Preferred Numb of Preflerred

ons except |for IEC
n in the agplicable
shall be used.

tail specifications shal
specification.

the relevant blank detail

tail specif those of
the generic, detail specification. When more slevere
riequirem of the
d ica i indicated in the test schedules, for exiample by
a
Npte ven in Subclause 1.4.1 may for convenience be
The jtion and
t shall preferably be selected from thefappropri e clause
o ectipnal specification.

Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the capacitor as an aid to easy recogni-

tion and for comparison of the

capacitor with others. Dimensions and their

associated tolerances, which affect interchangeability and mounting, shall
be given in the detail specification. All dimensions shall preferably be
stated in millimetres, however, when the original dimensions are given in
inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be added.
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Normalement, les valeurs numériques doivent étre données pour la longueur,
la largeur et la hauteur du corps et l'entraxe des sorties ou, pour les
types cylindriques, le diamétre du corps et la longueur et le diamétre des
sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque la spécification particuliére
couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité et/ou ten-
sion), les dimensions et leurs tolérances assocides doivent &tre placées
dans un tableau sous le dessin.

S5i la configuration du condensateur est différente de celle indiquée ci-
dessus, la spécification particuliére doit donner les informations dimen-
sionnelles qui le décriront convenablement. Si le condensateur n'est pas
congu pour l'utilisation sur des cartes imprimées, cela doit étre claire~-
ment indiqué dans la spécification particuliére.

1.4.2 Montage
La spécification particuliére doit spécifier la métho ge 2
employer pour l'utilisation normale et pour les ess brakions,
secousses ou chocs. Les condensateurs doivent étpe :
dispositifs normaux de fixation. La conception 4 peut étre
telle que des dispositifs de montage spéciauy s. Dans ce
cas la spécification particuliére doit décrixe ceé : He fixation
qui doivent é&tre utilisés lors des essai
chocs.
1.4.3 Caractéristiques
1.4.3.1
Lon
suivante
ians
uits
1.4.3.2|Gamme de\ré nominale (si applicable)
Voir ;:;§§hp \23;?;.
1.4.3.3|CaractéXisti s particuliéres
Des c;:;Efﬁzistiques complémentaires peuvent é&tre données lorsqu'elles
sont considérées comme nécessaires pour spécifier convenablement le com-
posant en vue de son application.
1.4.4 Marquage
La spécification particuliére doit spécifier les indications 3 marquer sur
le condensateur et sur l'emballage.
1.5 Terminologie

Note. -Certaines définitions de la Publication 384-1 de la CEI ont été
élargies et cela est indiqué dans ces définitions par référence
a4 la présente note.
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1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5

Normally the numerical values shall be given for the length, width and
height of the body and the wire spacing, or for cylindrical types, the
body diameter and the length and diameter of the terminations. When neces-
sary, for example when a number of capacitance values/voltage ranges are
covered by a detail specification, their dimensions and their associated
tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than that described above, the detail
specification shall state such dimensional information as will adequately
describe the capacitor. When the capacitor is not designed for use on
printed boards, this shall be clearly stated in the detail specification.

Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be

applied for normal use and for the application of the/vibration| bump or
shock tests. The capacitors shall be mounted by thei ns. The
design of the capacitor may be such that special m i res are
required in its use. In this case, the detail s b i 11 describe
the mounting fixtures and they shall be used i of the
vibration, bump or shock tests.

Ratings and characteristics

relevant
following:

The ratings and characteristics sha
clauses of Section Two of this sp

Rated capacitance range

See Subclause 2.2.1.

ifferent
ige of
talified

ed
lication

The detail specification shall specify the content of the marking on
the capacitor and on the package.

Terminology

Note. -Some definitions of IEC Publication 384-1 have been expanded and
this is indicated in the definitions by reference to this note.
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En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la
Publication 384-1 de la CEI, les définitions suivantes sont applicables:

Condensateur pour courant alternatif

N

Condensateur essentiellement destiné 3 &tre utilisé sous une tension
alternative a fréquence industrielle.

Note. -Les condensateurs pour courant alternatif peuvent &tre utilisés
sur une alimentation & courant continu dont la tension nominale
est égale 3 la valeur efficace de leur tension nominale alterna-
tive.

1.5.2 Condensateur d'antiparasitage

ondensateur destiné a étre utilisé pour réduire l'act

on des pajasites pro-
its par des appareils électriques ou électroniques

u d'autres sources.

1.5.3 ondensateur ou circuit RC de classe X
ndensateur ou circuit RC destiné & n'étre ut cas ol un
faut par court-circuit du condensateur ne xi e provoquer un
anger de choc électrique.

s condensateurs de classe X sont diyis ous-classes |(voir
tlableau IA) en fonction de la tensi 8 des Ifmpulsions superposées
la tension du réseau, i ‘ : étype soumis en seryice.

telles impulsions peuv appea pdr suite de coups de foudre sur
lles lignes extérieures, d'une i : 6isinage de 1l'équipement ou
d['une commutation dans 1'égq equel le condensateur esft monté.
NN ;
Sous-cljasse CE 4 Application | Tension de crétE de
atégorie 1'impulsion Up pppliquée
d'installation avant l'essai d|'endu-
N _ rance
X1 > 11 Application | Si Cg £ 1,0 yF
£ 0\k avec impul- | Up = 4 kV
sion de
<<:: grande . Si CR > 1,0 yF
amplitude
Up = /C kv
X2 <N2, 5 kV 1I Usage si cg £ < 1,0 uF
général Up = 2,5 kV
Si CgR > 1,0 uF
2,5
Up = ‘/CR kv
X3 ﬁ 1,2 kv - Usage Pas de tension appliquée
général ‘

Notes 1. -Le facteur utilisé pour la réduction de Up pour les valeurs de
capacité ci-dessus de 1,0 uF maintient ZCRUPZ constant pour ces
valeurs de capacité.

2. -La sous-classe X3 correspond 3 la sous-classe X2 décrite dans le
tableau I de la Publication 384-14 de la CEI, édition I.
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In addition to the applicable terms and definitions of IEC Publication

384-1, the following definitions apply:

5.1 A.C. capacitor
A capacitor designed essentially for application with a power-frequency
alternating voltage.
Note. -A.C. capacitors may be used on d.c. supplies having the same

voltage as the a.c. r.m.s. rated voltage of the capacitor.

.5.2 Electromagnetic interference suppression capacitor (Radio interference
suppression capacitor)
A capacitor used for the reduction of electromagnetic interference caused
b[‘ﬁtéctrlcal or electronic apparatus, or other source

.5.3 Chapacitor or RC-unit of Class X

Al capacitor or RC-unit of a type suitable for here
flailure of the capacitor or RC-unit would not lectric
shock.

Cllass X capacitors are divided into th TA)
apcording to the peak voltage of the mains
vpltage to which they may be subje es may
arise from lightning strik on o neigh-
bpuring equipment, or switchi in which the cappcitor
ip used.

TAB A
. N e .

Sub-clhss Peak impulse lication Peak impulse voltage Up
voltage\in applied before endurance
servic test

X1 &k High pulse When Cp £ 1,0 uF
4,0 ® application | Up = 4 kV
When Cg > 1,0 uF
4
Up = 7— kV
: F o VeR
X2 kv General When Cg £ 1,0 pF
purpose Up = 2,5 kv
When CR > 1,0 uF
2,5
Up= L Avd
U =Cr 1V
X3 £1,2 kv - General None
purpose

Notes 1. -The factor used for the reduction of Up for capacitance values
above 1,0 uF maintains ZCRUP2 constant for these capacitance values.

2. -The Sub-class X3 corresponds to the Sub-class X2 described in
Table I of IEC Publication 384-14, Edition 1.
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Condensateur ou circuit RC de classe Y

Un condensateur ou un circuit RC utilisable dans le cas ol un défaut par
court-circuit du condensateur risque de provoquer un danger de choc électrique.

Les condensateurs de classe Y sont divisés en quatre sous-classes Yl,

Y2, Y3

et Y4, selon le tableau IB.
TABLEAU IB
Sous-classe| Type d'isolation associée Gamme de Tension de créte de
tensions 1'impulsion appliquée
nominales avant l'essai d'en-
durance
Y1 Double isolation ou 250V 8 0 kv
isolation renforcée
Y2 Isolation principale ou 2 150 v < ‘\\Q\//
isolation supplémentaire S 250 Vv
Y3 Isolation principale ou Z 1 \ \é//51on
isolation supplémentaire S 2 \'/ \\}pggl uée
Y4 Isolation principale ou < 0 \\;> 2,5 kV|
isolation supplémentaire
Nptes 1. -Pour les définitioms 'isglat rincipale, supplémentaire,
01 lajyPuklication 536 de la CEI, paragraphes
2.1 v
2. re 4 la classe Y décrite au ppragraphe
4.4 |de Pub Teatien 84 4 de la CEI, éditiomn 1.
L'encein' e doit pas contenir d'autres composants.
D'autre pav séparés peuvent étre associés & partir fde condensa-
t s'ils remplissent les exigences des| sous-classes
ponter une isolation principale ou une isoflation
ne isolation principale et une isolation suppllémentaire
pontées par deux condensateurs Y2, Y3 ou Y4 en sérfie, ceux-
1.5.5

Condensateurs d'antiparasitage ayant deux sorties.

Voir figure 1.

r— - - - 1
- L
M 11 T

| S S

Fig. 1 - Condensateur a deux sorties.
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1.5.4 Capacitor or RC-unit of Class Y

A capacitor or RC-unit of a type suitable for use in situations where
failure of the capacitor could lead to danger of electric shock.

Class Y capacitors are further divided into four Sub-classes Y1, Y2, Y3 and
Y4, as shown in Table IB.

TABLE IB

Sub-class Type of insulation bridged Range of rated] Peak impulse voltage
voltages before endurance test

Y1 Double insulation or 250 v 8,0 kv
reinforced insulation

AN

Y2 Basic insulation or 2150V A Sjb\gz

supplementary insulation ﬁ 250 Vv \\\

~

Y3 Basic insulation or 2 150 :&\ \\\éghe

supplementary insulation < %EO\Q\
Y4 Basic insulation or <1 \\\r;:il \\\J) 2,5 kY

supplementary insulation (7

Notes 1. -For definitions™of 1 upplemenitagry, double and reinforced
J2, 2.3

n Sub-

s.
apacitors
t Xand Y

ge basic insulation. One Y-capacitor may |bridge
ion. If combined basic and supplementary ingulations
-, Y3- or Y4-capacitors in series, they shall have the

1.5.5 1 apacitor

A electromagnetic interference suppression capacitor having two tlerminals.
See Figure 1.

r—— - - - = 1
L I L

M 1t T
N

Fig. 1 - Two-terminal capacitor.
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1.5.6 Circuits RC en série

Une combinaison fonctionelle d'une résistance en série avec un condensateur
de classe X ou Y. Voir figure 2.

r—— === =7

e i [ R
—=—L1—i =

L — — — — — _

Fig. 2 - Circuit RC.

Note. -Dans cette norme lorsque le mot "condensateur" apparait le terme
"condensateur ou circuit RCY doit &tre sous-entendu lorsque le
contexte le permet.

1.5.7 dJdondensateur de traversée coaxial

Qondensateur ayant un conducteur central suscept ersé par
le courant d'alimentation ou connecté a une b 3 X r g¢e courant
gt entourée par 1'élément capacitif et cons X i 1lune des
dlectrodes étant le conducteur central et drieur.

11 devrait &tre utilisé en montage cq
Conducteur ceatral versé
par le courant d'aiimentatdon

eur de traversée coaxial.

Bride de montage girculaire
reliée a la terre

—I
l

;
-

1.5.8 coaxial

es courants d'alimentation circulent sq9it le long
ravers des électrodes. Voir figures 4a, 4b et 4c.

Boitier métallique
relié A la terre

Fig. 4b - Condensateur de traversée pour utilisation asymétrique (non coaxial).
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1.5.6 Series RC-unit

A functional combination of a resistor in series with a capacitor of class
X or Y. See Figure 2.

Fig. 2 - RC-unit.

Note. -In this standard where the word "capacitor" appears the words
"capacitor or RC-unit" shall be understood where the context
permits.

1.5.7 Ijead-through capacitor (coaxial)

capacitor with a central current-carrying copd by a
apacitor element which is symmetrically bondéd nductor
nd to the outer casing to form a coaxial 3

Earthed circular
mounting flange

- —
7

Earthed metal case

Fig. 4b - Lead-through capacitor for asymmetrical use (non-coaxial).
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{

n
i

= =

f

Boitier métallique
relié 2 la terre

= =
.———:K /_—4
I

|

Fig. 4c - Condensateur multiple de traversée (non coaxial) pour utilisation

symétrique et asymétrique.

Fig. 5b - Condensateur de dérivation en delta.

(Jondensateur dans lequel les courants/pa ioélectri-
ques sont dérivés. en deltg et en T.
Ile condensateur simple comprend up( é dans un
Hoitier métallique mis a iée au
Hoitier comme dans la figutre ndensateur
X et deux condensateurs Y2 figure 5b;
Ja forme en T consiste en (troj tés

egn T comme en fig

Iles formes en de nt élefriquement équivalentes (transforma-
tion étoile-deg ésultat de
la liaisom séri at des
liaisonsie

Lorsque desg dérivation en T sont soumis aux essagis, la
tlension d X, cette
tlension iées en-
sembl
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1 N\

! |

l /- l

L
— 1

- 1

e

h

:

-

Earthed metal case

Fig. 4c - Multiple unit lead-through capacitor (non-coaxial)
for symmetrical and asymmetrical use.

with one termi
form consists o

single
ation

an

ork as

three capacitors ¢, Cy

e eleftrically equivalent (stag-delta
ransformation). ‘ 3 form the X~-capacitor is the result

f the series

and the Y-capacitors are the|result

f the serie - Cg and Cp - C¢
hen T—égi;z sd capaciBors\are submitted to tests, and it is stated that

across the X~capacitors, such voltages
and neutral terminations. Similarly when
hall be applied across the Y-capacitors,

Fig. 5b - Delta by-pass capacitor.

shall be

it
such

ied between the line and neutral terminatiqns con-
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1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

Fig. 5c¢ - Condensateur de dérivation en T.

Note. -Pour des condensateurs avec des boitiers non métalliques,
2 la terre est amenée par une sortie séparée.

384-14 © CEIL:1993

la mise

Tension nominale
La ernative de
£ ion continue
d bornes du
cpndensateur & toute température comprise entre la inimale et la
t
Cela implique que, pour les condensateurs couve spécfification,
lp tension de catégorie est la méme que la fe
Puissance nominale (circuit RC)
L la tempé-
r
T
T nsateur a
é paragraphe
11.5).
Nptes 1. la surface
i au courant
bartie de
de la
2.2.14, parce que les condensateurs d'aptipara-
habituellement reliés au réseau de distribution
peuvent de ce fait donner lieu 3 un échauffement
Température minimale de catégorie
T mpérat;:;\ﬁinimale de la surface externe pour laquelle le condensateur a
été. congu en vue d'un fonctionnement permanent (voir note dans le|paragraphe
1.5).
Note. -Cette définition remplace celle du paragraphe 2.2.15 de la Publica-

tion 384-1 de la CEI (voir note 2 du paragraphe 1.5.12 ci-dessus).

Température nominale (d'un condensateur de traversée ou d'un circuit RC

série)

Température ambiante maximale 4 laquelle un condensateur de traversée peut
supporter son courant traversant nominal ou un circuit RC série peut dissiper ~

sa puissance nominale.

Note. -Cette définition remplace celle du paragraphev2.2.l6 de 1la

Publica-

tion 384-1 de la CEI (voir note 2 du paragraphe 1.5.12 ci-dessus).
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1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

Fig. 5c¢ - Example of a T-connected by-pass capacitor.

Note. -For capacitors with non-metallic housings the earth connection is

brought out as a separate termination.

Rated voltage

The rated voltage is either the r.m.s. operating volta rated|frequen-
cYy, or the d.c. operating voltage, which may be appli continuously to the
te¢rminations of a capacitor at any temperature betwe nd the

upper category temperatures.

This implies, for capacitors covered by this sp
category voltage is the same as the rated vgl

Rated power (of a series RC-unit)

Tle maximum power which can be dis
temperature during continug

Upper category temperature

The maximum surface
t

e Tor v he capacitor has been (
ote’\in Subclause 1.5).

N¢

4, because suppression capacitors in accd
cification are intended to be connected to

1.q

the

RC-dnit at the rated

lesigned

due to
r are

rdance
the

esigned

Tie mini;;;\§£;face temperature for which the capacitor has been ¢
tg operate continuously (see note in Subclause 1.5).

2.2.15 (see Note 2 to Subclause 1.5.12 above).

Rated temperature (of a lead-through capacitor or series RC-unit)

The maximum ambient temperature at which a lead-through capacitor

Note. -This definition replaces that in IEC Publication 384-1, Subclause

can

carry its rated lead-through current or a series RC-unit can dissipate

its rated power.

2.2.16 (see Note 2 to Subclause 1.5.12 above).

Note. ~This definition replaces that in IEC Publication 384-1, Subclause
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1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.6
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Affaiblissement d'insertion

Rapport de la tension mesurée aux bornes de sortie d'un circuit dfessai
approprié avant insertion du condensateur d'antiparasitage 3 celle mesurée
aprés insertion de ce condensateur dans ce méme circuit.

Note. -Exprimé en décibels, l'affaiblissement d'insertion est égal a 20
fois le logarithme & base 10 du rapport ainsi établi.

Courant nominal de ligne (condensateur de traversée)

Courant maximal d'alimentation acceptable dans les conducteurs du
condensateur & la température nominale en fonctionnement continu.

Fréquence de résonance principale (condensateur & deux sorties)

ﬂréquence la plus basse pour laquelle 1l'impédance du cgnd est

Une impulsion de tension est une tension trans i de forme
d'onde définie selon la Publication 60-1

Inflammabilité passive

O
o
0
ct
[
2]
e
ot
[
ot
[
Q.
]
A
[
=]
0
o]
=
Q.
o
=]
0
]
ct
[
[
aj

Inflammabilité active

('est 1l'aptitude d'un cond er avec une flamme comme
donséquence de ppliecati électrique.

Marquage

Earagrap<::§ : S W 384-1 de la CEI, avec les modaliltés
sjuivantes}

i dans le marquage sont normalement prises dans la
11 aportance relative de chaque information est indiquée par

de type du fabricant ou désignation de type donnéel dans la

sous-classe du condensateur;
Y\marque d'homologation reconnue;

e) capacité(s) nominale(s) et résistance nominale;
f) tension nominale et nature du courant d'alimentation (la tension alter-
native peut étre indiquée par le symbole ~ et la tension continue par

les symboles —— ou H

g) méthode de connexion, si nécessaire;

h) courant nominal de ligne (pour les condensateurs de traversée);

i) tolérance sur la capacité nominale si elle est différente de % 20 %;

j) catégorie climatique, suivi de la lettre indiquant la catégorie
d'inflammabilité passive;

k) température nominale;

1) année et mois (ou semaine) de fabrication;

m) référence A la spécification particulidre IECQ.
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1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.6

Insertion loss

The ratio of the voltage before and after the insertion of the suppressor
as measured at the terminations.

Note. -When measured in decibels, the insertion loss is 20 times the
logarithm to base 10 of the ratio stated.

Rated current of the conductors (lead-through capacitor)

The maximum permissible current flowing through the conductors of the
capacitor at the rated temperature during continuous operation.

Main resonant frequency (two-terminal capacitor)

he lowest frequency at which the impedance of the ca 4 minimum

hen applying a sinusoidal voltage.

mpulse voltage

n impulse voltage is an aperiodic transient
aveform as described in IEC Publication 60

assive flammability

he ability of a capacitor of the

pplication of an externa

Active flammability

of

femd.

he ability of a capacito
glectrical loadj

- d

arking

ils:

by

in the

) recognlzed approval mark;
ra i nces

f) rated voltage and nature of supply (alternating voltage may be indicated
by the symbol ~ and direct voltage by the symbol or H

g) the method of connection, if necessary; T

h) rated current of the conductor (in the case of a lead-through capacitor);

i) tolerance on rated capacitance if different from + 20 %;

j) climatic category, followed by a letter indicating passive flammability
category;

k) rated temperature;

1) year and month (or week) of manufacture;

m) reference to the IECQ detail specification.
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6.

6.

2

3
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Le condensateur doit porter lisiblement les indications a), b), c) et d) et
en plus e) et f) s'ils ne sont pas couverts par b) et le plus possible des
autres informations considérées comme nécessaires par le fabricant. Le
marquage doit étre suffisant pour permettre une identification claire du
composant.

Toute redondance de l'information contenue dans le marquage doit &tre
évitée.

L'emballage contenant le(s) condensateur(s) doit porter lisiblement toutes
les informations énumérées ci-dessus. Les homologations nationales peuvent
étre indiquées par lettre comme option de la marque d'homologation.

Tout marquage supplémentaire doit é&tre effectué de fagon qu'il ne puisse y
avoir aucune confusion.

@%
&
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1.

1
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.6.

6.

1

2

3

The capacitor shall be clearly marked with a), b), c¢) and d), and also e)
and f) if these are not implied by b), and as many of the remaining items
as is considered necessary by the manufacturer. The marking shall be
sufficient to enable a clear identification of the component to be made.

Any duplication of information in the marking on the capacitor should be
avoided.

The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with
all the information listed above. National approvals may be indicated

by lettering as an alternative to the approval mark.

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

@%
@ _
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2.2.1

2.2,

2.2.

2

3
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

Caractéristiques préférentielles

Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particulidres doivent de
préférence étre choisies parmi les suivantes:

Catépories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette spécification sont classés en
catégories climatiques, conformément aux régles générales de la
Publication 68-1 de la CEI.

es températures minimale et maximale de catégorie et
ontinu de chaleur humide doivent étre choisies par
uivantes:

ée dj lt'essai

°C.

espective-

40 de 1la

ormes a la série E6 des valeurs données dang la
EI: Séries de valeurs normales pour résistdnces et

capacité nominale

Hacstolérance maximale sur la capacité nominale est +20 %.

Tension nominale (Ug)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont:
125 v, 250 v, 380 VvV, 400 V et 440 V.

Note. -Les condensateurs d'antiparasitage doivent avoir une tension nomi-
nale égale ou supérieure 3 la tension nominale du réseau de distri-
bution auquel ils sont reliés. Cependant, il faudrait avoir présent
a 1l'esprit le fait que la tension du réseau peut monter jusqu'a 10 %
au-dessus de la tension nominale.
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SECTION TWO - PREFERRED RATINGS AND CHARACTERISTICS

2. Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from
the following:

2.1.1 Preferred climatic categories

The capacitors covered by this specification are classified into climatic
categories according to the general rules given in IEC Publication 68-1.

The lower and upper category temperature and the duration of the damp heat,
teady state test shall be chosen from the following:

upper

described above, see IEC

2.2
2.2.1
n IEC
ors.
2.2.2
2.2.3

125 v, 250 v, 380 Vv, 400 V and 440 V.

Note. ~Electromagnetic interference suppression capacitors shall be
chosen to have a rated voltage equal to or greater than the
nominal voltage of the supply system to which they are connected.
The design of the capacitors should take into account the
possibility that the voltage of the system may rise by up to
10 Z above its nominal voltage.
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2.2.4 Résistance nominale (RR)

2.2,

2.2

5

.6

Les valeurs préférentielles de la résistance nominale doivent étre prises
dans la série E6 de la publication 63 de la CEI.

Température nominale

La température nominale pour les condensateurs de traversée et les circuits
RC ne doit pas étre inférieure 3 +40 °C.

Inflammabilité passive

La catégorie minimale de 1'inflammabilité passive autorisée est la
catégorie C. Voir paragraphe 4.17.

\&%
@ _
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2.2.4 PRated resistance (RR)

Preferred values of rated resistance shall be taken from the E6 series of
IEC Publication 63.

2.2.5 Rated temperature

The rated temperature for lead-through capacitors and series RC-units shall
not be less than +40 °C.

2.2.6 Passive flammability

The minimum category of passive flammability permitted is category C.
See Subclause 4.17.

N
@
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

Pour les condensateurs bobinés 1'étape initiale de fabrication est le
bobinage de 1'élément capacitif. Pour les condensateurs céramique mono-
couche c'est la métallisation du diélectrique pour former les électrodes.
Pour les autres types de condensateurs il doit étre le méme que celui donné
dans la spécification intermédiaire du diélectrique utilisé.

Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables,
is pouvant étre de dimensions de boitiers et de valeurs de capacité

rsque des rapports certifiés de lots accepté ity dans 1la
spécification particuliére, les informatiop ées au
tlitre du paragraphe 3.5.1 de 1la Publicatio t étre
fournies 4 l'acheteur sur sa demande. Es para-

tres pour lesquels les informations{pa données
spnt: la variation de capacité, la ig les cir-
cuits RC), la tangente de ngl layrésistance d'isplement.
Essais d'homologation

Homologation par les laboratoires =n d'essai

Les tableaux II & amme réduit pour les essais| concer-
ngnt les exigeh éTr i it étre utilisé par les labofratoires
nptionaux d'es 3 BS- ¥ ol une homologation par ces laborptoires
est exig tillon\d "effectif fixe pour les essais est utfilisé
splon les\d ition

V>doivent étre utilisés lorsque l'homologation IECQ est
spécification particuliére rédigée selon les| régles
comprennent les essais couvrant les performances et la

Les’/ procédures & utiliser pour essais d'homologation sont données|dans le
ppragraphe 3.4 de la spécification générique, de la Publication 3B4-1 de
la CEI. Les procédures 3 utiliser pour essais d'homologation lot par lot et
des essais périodiques selon le paragraphe 3.4.2a) de la Publication 384-1
de la CEI sont données dans le paragraphe 3.5 et dans les tableaux VIA et
VIB de la présente spécification. La procédure d'homologation sur un
échantillon d'effectif fixe selon le paragraphe 3.4.2b) de la Publication
384-1 de la CEI est donnée au paragraphe 3.4.3 et au tableau III de cette
spécification. Pour ces deux procédures les effectifs d'échantillon et le
nombre d'unités défectueuses autorisées doivent &tre du méme ordre. Les
conditions d'essai et les exigences doivent étre les mémes. L'homologation
par la procédure utilisant un effectif d'échantillon fixe est préférable.
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1

.2

.3

A

A

.4

1

2

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality Assessment Procedures

Primary Stage of Manufacture

For wound capacitors the primary stage of manufacture is the winding
of the capacitor element. For single-layer ceramic capacitors it is
the metallization of the dielectric to form the electrodes. For other
types of capacitor it shall be the same as that given in the sectiomnal
specification for the dielectric used.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced
with essentially the same processes and materials, thodgh they mjy be of
different case sizes and capacitance values, but of s and
rated voltage.

o

ertified Records of Released Lots

he information required in Subclause 3.5. 4-1 shall
e made available when prescribed in the det ion and when

pdrameters |[for which
ariables information is required are ange, resistgnce change

for RC-units), tan § and insulati

P« B~ B = o |
o
Yo
[
(14
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ct
o
(=N
o
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ct
Q
=
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Approval testing

proval by National Testirng Stat

ables II and IV rm ty

equirements to ke i sting Stations in countrieg where

pproval by s statio is

mployed accordilg\te th

ECQ Quali;izxx’gn A

ables I re\to b¢ used when IECQ qualification approval |is sought

o a de ifisation written according to IECQ rules; these |[tables

nclud

he 3 or qualification approval festing are given in Suybclause
IEC Pubication 384-1. The schedules to

e uséd" Fc alification approval testing on the basis of lot-by-lot and

eriodic testing according to Subclause 3.4.2a) of IEC Publicatidn 384-1
revgiven in Subclause 3.5 and Tables VIA and VIB of this specifilcation.
The schedule to be used for qualification approval testing on the basis of

fixed sample sizes according to Subclause 3.4.2b) of IEC Publication
384-1 is given in Subclause 3.4.3 and Table III of this specification.
For the two procedures the sample sizes and the number of permissible
defectives shall be of comparable order. The test conditions and require-
ments shall be the same. Qualification approval according to the fixed
sample sizes of Table III is preferred.
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Homologation par la procédure utilisant un effectif d'échantillon fixe

Echantillonnage

Les condensateurs de chaque technologie, chaque tension nominale, classe
et sous-classe doivent &tre homologués séparément. Le nombre total de
condensateurs pour chaque tension nominale dans chaque groupe est donnée
dans les tableaux II et III. Pour les condensateurs multiples contenant
des condensateurs de classes différentes et pour les condensateurs de
traversée, des effectifs plus importants sont exigés comme cela est
indiqué.

L'échantillon doit contenir une quantité égale de spécimens de la plus
grande et de la plus petite valeur de capa01té de la gamme a homologuer,

flammabilité passive les régles d'echantlllonnage
la note 6 du tableau II et la note 9 du tableau
tées. Pour l'essai d'inflammabilité active les
dans le paragraphe 4.18, la note 7 du tablea
III doivent étre respectées. Lorsqu'une seule 33 aps3 ¢ est

soumise & la qualification, teurs prescrit dans
les tableaux II et III doit

Les spécimens de rechange i

b) Le reste des spécimens/de rechanyg ; é igé sti 1écessaire
de la note

2n Groupe "O" présument que tqus les
groupes , ces nombres doivent é&tre réduitls en
conséq

s.complémentaires sont introduits dans le
omologation, le nombre de spécimens reqyis pour le

II)et III donnent le nombre de spécimens a essayer [dans
6u sous-groupe ainsi que le nombre de spécimens ddfectueux

admissib pour les essais d'homologation.

Essais

L'une des séries complétes d'essais indiqués aux tableaux II ou III est
requise pour l'homologation des condensateurs d'une méme tension nominale
couverts par une spécification particuliére. Dans chaque groupe les essais
doivent é&tre effectués dans l'ordre indiqué.

Toutes les pidces de 1'échantillon doivent &tre soumises aux essais du
Groupe "0O" et ensuite réparties entre les autres groupes.

Les piéces reconnues défectueuses dans le Groupe "0" ne doivent pas étre
utilisées pour constituer les autres groupes.
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3.4.3 Qualification Approval on the basis of the fixed sample size procedure

3.4.3.1 Sampling

Capacitors of each technology, rated voltage, class and sub-class shall be
separately qualified. The total number of capacitors of each rated voltage
in each group is given in Tables II and III. For multi-section capacitors
containing sections of different classes and for lead-through capacitors,
larger numbers are required as indicated.

The sample shall contain equal numbers of specimens of the highest and
lowest capacitance values in the range to be qualified, except for the
passive flammability test of Subclause 4.17 and the active flammability
test of Subclause 4.18. For the passive flammability test the rules of
sampling in Subclause 4.17, Note 6 to Table II and Note 9 to Table III
sampling
hall

otal
dted.

rmitted

ither

licable.

When additional\growj s Y roval
test schedule all be

increasei by groups.
Tables Ika ach group
or sub-gre in each
case.
3.4.3.2
le III is

1 tle approval of capacitors of a single rated voltagle covered
by one“detail specification. The tests of each group shall be carried out
in’,the order given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group "O" and then
subdivided for the other groups.

A specimen found to be defective during the tests of Group "0" shall not
be used for the other groups.
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Lorsqu'un condensateur n'a pas satisfait a tout ou partie des essais d'un
groupe, il est compté comme "une unité défectueuse".

L'homologation est accordée lorsque le nombre d'unités défectueuses ne
dépasse pas le nombre d'unités défectueuses permis pour chaque groupe ou
sous-groupe et le nombre total d'unités défectueuses permises.

Note.

~-Les tableaux II et IV ou les tableaux III et V forment ensemble le

programme des essais sur échantillon d'effectif fixe. Le

tableau

II ou le tableau III donne en détail 1l'échantillonnage et le nombre
de spécimens défectueux admissibles pour les différents essais ou
groupes d'essais. Le tableau IV ou le tableau V conjointement aux
précisions données dans la section quatre, donne la liste compléte

a méthode

d'essai ou pour les conditions d'essai s'il a faire
dans la spécification particuliére.

Les conditions d'essai et les exigences d'essais
sur échantillon d'effectif fixe sont ident prescrites
dans la spécification particuliére po 8le "de 14 conformi-

té de la qualité.

&
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"One defective" is counted when a capacitor has not satisfied the whole or
part of the tests of a group.

The approval is granted when the number of defectives does not exceed the
specified number of permissible defectives for each group and sub-group
and the total number of permissible defectives.

Note. -Tables II and IV or Tables III and V form the fixed sample size
test schedule. Table II or Table III includes the details for the
sampling and permissible defectives for the different tests or
groups of tests. Table IV or Table V together with the details of
test contained in Section Four give a complete summary of test
conditions and performance requirements and indicate where for test
methods or conditions of test a choice has to be made in the detail
specification.

he fixed
ed in the
on.

The conditions of test and performance requ
sample size schedule shall be identical
detail specification for the quality cgo

o
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TABLEAU II - Plan d'échantillonnage

Essais concernant les exigences de sécurité seulement

384-14 © CEI:1993

Paragraphe Nombre de Nombre de défectueux
Groupe Essais de cette spécimens autorisés par tension
no spécification |par tension |nominale et sous-
nominale et |classe
sous-classe
Par groupe| Au total
Examen visuel 4.1 28+124)+ 12)
Capacité 4.2.2 65)+
Résistance3) 4.2.4 (6-18)6)
0 Tension de tenue 4.2.1
Résistance dtsolement 4205
Rechanges 14+65) Ai/ﬂ\\\\\
Lignes de fuite et 4.1.1
distances d'isolement
Robustesse des 4.3 6 )
1A sorties N
Résistance 3 la 4.4
chaleur de soudage3) \Q:
Résistance du marquage | 4.20
aux solvants (7
2 Essai continu de 0l),2) 1
chaleur humide
Impulsion de tension N
Endurance
3 Classe X et circuits RC 124)
Classe Y et cirluits 124) 0l),2)
Traversée’ N 65)
6 |nflammabilifé passive 6-186) 0
7 Inflamm<§;§i€é acti%g&{ \#\ -8) 0

en défectueux, tous les essais du grou
un nouvel échantillon et alors aucun dé

chantillon doit &tre pris en compte pour le
défectueux figurant dans 'la sixiéme colonne.

1&€s condensateurs Y aucune défaillance par court-ci
anent n'est autorisée.

pe doivent
fectueux
tenu dans
nombre

rcuit

3)

Si applicable.

4)

Si les condensateurs multiples comprenant des condensate
Y sont & essayer, 12 spécimens doivent é&tre pris pour le
des condensateurs X et 12 autres spécimens pour les essa
les condensateurs Y.

5) Condensateurs supplémentaires, si des condensateurs de t

sont essayés.
6)
7

Voir note 9 du tableau III.

Il est porté & l'attention la possibilité de réaliser un
combiné tension/courant selon paragraphe 4.14.6.

A 1'étude. Voir modification & la Publication 384-14 de
actuellement document 40(Secrétariat)677.

8)

urs X et
s essais
is sur

raversée

essai

la CEI,
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TABLE II - Sampling plan

Tests concerning safety requirements only

Subclause Number of Permitted number of
Group Test of this specimens defectives per rated
No. specification ]tested per |[voltage and sub-class
rated
voltage and
sub-class Per Group Total
Visual examination 4.1 28+12%4)+ 12)
Capacitance 4.2.2 65)+
Resistance 4.2.4 (6-18)6)
0 Voltage proof 4.2.1
Insulation resistance 4.,2.5
Spares 14+65) .
Creepage distances and 4.1.1
clearances
Robustness of 4.3 oL
terminations L
1A Resistance to 4.4
soldering heat3)
Solvent resistance
of the marking (7 .
2 Damp heat, steady <;>0 0l),2) 1
state :
Impulse voltage
Endurance
3  |Class X and RC-pqits 124)
Class Y and RC<un 124) 0l),2)
Lead-througql? = 65)
6 Passive/ﬁéaAQ;hfiggﬁ\ 6-186) 0
7 Active<}lé;m§§i;gt 8) N 4N8 -8) 0
\/ .
Notes 1) ‘\\\ti;;>is obtained, all the tests of the group shall be
om\a new sample and then no further defectives|are
he defective obtained in the first sample shall be
for the total defectives permitted in the last ¢olumn.
capacitors no permanent short-circuit failures are permitted
3) applicable.
4) If multi-section capacitors consisting of X- and Y-capacitors are

to be tested, 12 specimens shall be taken for the tests on the
X-capacitors and 12 other specimens for the tests on the Y-capa-

citors.
5)

6)

7)

See Note 9 to Table III.

Additional capacitors if lead-through capacitors are tested.

Attention is drawn to the option of caffying out a combined

voltage/current test as prescribed in Subclause 4.14.6.

8)

present document 40(Secretariat)677.

Under consideration. See Amendment to IEC Publication 384-14, at
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TABLEAU III - Plan d'échantillonnage

384-14 © CEI:1993

Essais couvrant la sécurité et les performances

Homologation - Niveau d'assurance D

Paragraphe Nombre de Nombre de défectueux
Groupe Essais de cette spécimens autorisé par tension
no spécification |par tension |nominale et sous-
nominale et |classe
sous—-classe , -
Par groupe| Au total
Examen visuel 4.1 50+125)+ 12)
Dimensions (au calibre) 4.1 66)+
Capacité 422 =187
Résistance 4.2.4
Tangente de l'angle de 4.2.3
pertes8
0 Tension de tenue
Résistance d'isolement
Rechanges ]
i Dimensions (par mesure) \\// 5
H Robustesse des sorties !
I 1A Résistance 3 la chaleur !
! de soudage3) 01){
H Résistance du composant !
H au solvant3 !
| et | e el it B el D e ol Rttt N B {
i Soudabilité3) E
! Résistance du marquage !
: au solvants :
:lB Variations r 01):
: :
1 1
i ]
Lo___[22c0usses po SqoesN o] Koo &2 v | i
12) 2
-
srve
2 IE Neontidy de N 4.12 10 01),2)
chale g&@ng
N ~
Impuls de\ tension 4,13
Endurance 4. 14
3  |lclasse X et circuits RC | 4.14.3 125)
Classe Y et circuits RC 4.14.4 175) 0t)2)
Traverséel0) 4.14.5 66)
4 Charge/décharge3) 4.15 6 ol)
5 Caractéristiques i 4.16 4 1
fréquence radio-élec-
trique4
6 Inflammabilité passive | 4.17 (6-18)9) 0
7  |Inflammabilité activell)| 4.18 -11) 0
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TABLE III - Sampling plan

Safety and performance tests

Qualification Approval - Assessment level D

Subclause Number of Permitted number of
Group Test of this specimens defectives per rated
No. specification |tested per |voltage and sub-class
rated
voltage and
sub-class Per Group Total
Visual examination 4.1 50+125)+ 12)
Dimensions (gauging) 4.1 66)+ X
Capacitance 4,2.2 (6-18)7)
Resistance 4.2.4
Tangent of loss anglea) 4.2.3 <:
0 Voltage proof 4.2.1
Insulation resistance 4.2.5
Spares
] 1
i Dimensions (detail) \\/) E
! Robustness of !
: terminations :
=1A Resistance to !
| {|soldering heat3) ol) |
! Component solvent !
: resistance :
t———=||————————— e AN | P e ]
i Solderability3) 5
| Solvent resistance :
: of the marki :
:lB Rapid change| o ol) !
: tempera :
: Vibratio :
1 i
(I | IS 7 N NN A R N R N i
12) 2
1
2 D;EB\Q:Ft\\;?éaé} state | 4.12 10 0l1),2)
Impul'se vo age 4.13
EndGrance 4.14
3 Class X and RC-units . 4.14.3 122)
Class Y and RC-units 4.14.4 125) 01),2)
Lead-throughl0) 4.14.5 66)
4 Charge/discharge3) 4,15 6 ol)
5 Radio-frequency 4.16 4 1
characteristics
6 |Passive flammability 4.17 (6-18)9) 0
7 |Active flammability!l) | 4.18 -11) 0
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Notes 1) S'il y a un spécimen défectueux, tous les essais du groupe
doivent &tre répétés sur un nouvel échantillon et alors aucun
défectueux supplémentaire n'est autorisé. Le spécimen défectueux
obtenu dans le premier échantillon doit é&tre pris en compte pour
le nombre total de défectueux figurant dans la sixiéme colonne.

2) Pour les condensateurs Y, aucune défaillance par court-circuit
permanent n'est autorisée.

3) Si applicable.

4) 8Si requis dans la spécification particuliére.

5) Si les condensateurs multiples comprenant des condensateurs X et
Y sont & essayer, 12 spécimens doivent étre pris pour les essais
des condensateurs X et 12 autres spécimens es esgais sur
les condensateurs Y.

6) Condensateurs supplémentaires, si des traversée
sont essayés.

7) L'essai prescrit dans la spécif

8) Condensateurs métallisés et mique seylement.

9) La plus petite, une moye Pas de plus de quatre
dimensions de boitierg)\e apde des dimensio}s de

ghaque dimension d¢ boitier,

imale et trois spégimens
ent étre essayés, ceci conduit 2
boitier.

a possibilité de réaliser yn essai
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2)

3)
4)

5)
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If one defective is obtained, all the tests of the group shall
be repeated on a new sample and then no further defectives are
permitted. The defective obtained in the first sample shall be
counted for the total defectives permitted in the last column.

For Y-capacitors no permanent short-circuit failures are
permitted.

If applicable.
If required in the detail specification.
If multi-section capacitors consisting of X- and Y-capacitors

are to be tested, 12 specimens shall be taken for the tests on
the X-capacitors and 12 other specimens for the tests on the

6)
7)
8)

9)

10)

11)

Y-capacitors.

Additional capacitors if lead-through capacitors\are\tested.

The smallest, a medium (in S e than four gase sizes)
and the largest case size S Of each casg size,
= apaci

three specimens of the ance and three specimens
of the minimum ¢4 ted, resulting in six
specimens per ca

ined

84-14, at
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TABLEAU IV -

Programme d'essais pour les essais concernant la sécurité seulement

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les

exigences renvoient & la section quatre: Méthodes d'essai et
de mesure.

2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non-destructif.

Numéro de paragraphe D [Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuges
admissi s
N
GROUPE 0 ND o \
ble I
4.1 Exiamen visuel << \ Pds de |[dommage
visible
\\\\\\\ Marquagle lisible
4.2.2 Capacité A 1'intgrieur de la
t) tolérance spécifiée
4.2.4 RéEistance A l'in;ﬁrieur de la
(sli applicable) tolérance spécifiée
4.2.1 Tepsion de Pas de kclaquage
tepue permanepnt ni de
[\\VA contourpement
4.2.5 Résistanc<;:> Selon tlableau IX
d'lisolemen v
A NN
GROUPE 1A D Voir
tableau II
4.1.1 Lignes Selon 4| 1.1
et
d'i
4.3 Ro Sécurité: voir spécifi- Pas de flommmage
so cation particuliére visible
4.4 Résistance i Sans séchage prélimi-
la chaleur de naire
soudage (si Méthode selon spécifi-
applicable) cation particuliére
(1A ou 1B)
4.20 Résistance du Marquage lisible
marquage au
solvant v
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TABLE IV

Test schedule for safety tests only

Notes 1. -Subclause numbers of test conditions and requirements refer to
Section Four: Test and measurement procedures.

2. -In this table: D = destructive, ND = non-destructive.
Subclause number D |Conditions of test Number of Requirements
and Test or |(see Note 1) specimens (see Note 1)
(see Note 1) ND (n) and
number of
permissible
defective
d
(pd) ~
GROUP 0 ND e
ble II
4.1 Visual o Aisible damage
examination <i N Legible marking
4.2.2 Cgpacitance \\\\\\\‘ Within |specified
tolerarnce
4.2.4 Rgsistance i> Within |specified
(1f applicable) tolerance
4.2.1 Vgltage proof Method: No permanent
breakdqwn or
<i: flashovyer
4.2.5 Ifgsulation \\/\ eth A\ As in Table IX
rgsistance v
GROUP 14 \/ \p\ \\> See
. Table II
4.1.1 Cgeepage As 4.1 1
distang and
cllearances
4.3 Rdbustne i>> Severity: see detail No visible damage
termin specification
4.4 Resistdance to No pre-drying
sjlgg;ing_heat Sée detail specification
(if applicable) for the method (1A or
1B)
4.20 Solvent resis- Legible marking
tance of the
marking v
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i

4.13

d

4.13.1 Mesures

Impulsion

nitiales

e tension

Les mesures du Groupe 0
doivent étre utilisées

Nombre d'impulsions:
24 max.

Tension de créte: voir
tableaux IA et IB

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.4.2 Mesures Examen visuel Voir Pas de dommage
finales tableau II visible
Capacité | Voir tableau XI
Résistance Voir/)tableau XI
(si applicable) (:
GROUPE D oir \
able I
4,12 Essai continu N
de chaleur
Jumide \
4.12.1 Mesures Les mesures du
initiales doivent étre :)
4.12.2 Qonditions
d'essai
\\/\ atéurs:
appliquée
4.12.3 Mesures :: \\»\ Pas de |dommage
flinales visibléd
Marquagle lisible
&Jacité Voir t4dbleau XIII
i>> Résistance Voir tdbleau XIII
(si applicable)
Tension de tenue Voir tjbleau XIII
Résistance d'isolement v Voir tableau XIII
GROUPE 3 D Voir
tableau II

Voir 4.13.2 et 4.13.3
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TABLE IV (continued)

Subclause number D |Conditions of test Number of Requirements
and Test or |(see Note 1) specimens (see Note 1)
(see Note 1) ND (n) and
number of
permissible
defectives
(pd)
4.4.2 Final Visual examination See No visible damage
measurements Table II
Capacitance l See Table XI
Resistance L</</ﬁ\¥k§;jable XI
if applicable
( PP ) / N
GROUP 2 D Sée \
4.12 p heat,
steady state <: \\\\\\//
4.12.1 Ipnitial Group 0 measuremen \\\\\\\
measurements to be used
4.12.2 Test C)
cponditions

4.12.3 Flinal [ No visiple damage
inspectiéil}nd Legible| marking
measuremen s<

See Tablle XIII

T

sistance See Tablle XIII
(if applicable)
Voltage proof See Tablle XIII
Insulation resistance v See Tablle XIII
GROUP 3 D See
Table II
4.13.1 Initial Group 0 measurements
measurements to be used
4,13 Impulse Number of impulses: See 4.13.2 and 4.13.3
voltage 24 max.
Peak voltage: see

Tables IA and IB v
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.14 Endurance Durée: 1 000 h Voir
Tension, courant et tableau II
température: voir
4.14.3, 4.14.4, 4.14.5
et 4.14.6
4.14.7 Mesures Examen visuel (: dommage
flinales
Ek\ e lisible
Capacité < \ Voir tdbleau XIV
Résistance \\\\\\\ Voir tgbleau XIV
(si applicable)
Tensio te t> Voir tgbleau XIV
Résistanc iselement v Voir tgbleau XIV
GROUPE 6 D \> Voir
<i: tableau II
4,17 Inflammabilit L Selon 4.17.1
passive \\/«
N
GROUPE 7 Q D Voir
Q\/\ tableau II
4.18  Inflammabdli AN 6tydde™) l
active
\ \/
*) Voir no 8 age 40.
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TABLE IV (continued)

Subclause number D |Conditions of test Number of Requirements
and Test or [(see Note 1) specimens (see Note 1)
(see Note 1) ND (n) and '
number of
permissible
defectives
(pd)
4.14 Endurance Duration: 1 000 h See
Voltage, Current and Table II
Temperature: see 4.14.3,
4.14.4, 4.14.5 and
4.14.6
4.14,7 Hinal Visual examination ible damage
mMeasurements marking
Capacitance §§\ le XIV
< 3
Resistance : le XIV
(if applicable) \\\\\\\
Voltage proof t> See Tahle XIV
Insula esistance v See Talle XIV
GROUP_6 D See
Table II
4.17 Plassive <:: l See 4.17.1
fllammability P
GROUP 7 ! D See
\/\ Table II
4.18 Active <i: nd sideration*) I
flammab11<?>\ v
*) See Noft o\gelr \>
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Programme d'essais pour les essais de sécurité et performance

Homologation — Niveau d'assurance D

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les

exigences renvoient

iN

4 la section quatre: Méthodes d'essai et de

mesure.
2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuges
admissi s
e\ _{
GROUPE 0 ND o1 \\\
table I
4.1 Extamen visuel \ Pas de [dommage
\/ visible
\\\\\\\ Marquagle lisible et

q

v

selon lla spécifica-
tion particuliére

(par mesure)

4.3
sorties

Robustesse des

Sévérité: voir la spéci-

fication particuliére

4.1 Dimensions Voir lal spécification
(apn calibre) particulliére
4.2.2 Capacité A 1l'intgrieur de la
toléranke spécifiée
4.2.4 Rékistance A 1'intfrieur de la
(sfi applicable toléranfe spécifiée
4.2.3 Tapgente (::> Voir la| spécification
l'angle de particulliére
pe
de
mé
co
cé
sef
4.2.1 Te Méthode: Pas de ¢laquage per-
te manent npi de contour-
nement
4.2.5 Résistance Méthode: ... Voir tableau X
d'isolement \
GROUPE 1A D Voir
tableau III
4.1 Dimensions Voir la spécification

particuliére et le
tableau VII

Pas de dommage
visible
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TABLE V

Test schedule for safety and performance tests

Qualification Approval - Assessment level D

Notes 1. -Subclause numbers of test and performance requirements refer to
Section Four: Test and measurement procedures.

2. -In this table: D = destructive, ND

= non-destructive.

4.2.2 Cq4pacitance

4.2.4 Resistance

(i

4.2.3

T
1
(
a
c
o

4.2.1 V

4.2.5 Insulation

f appl icable{
ngent o{::>
ss angle

etallized <

d cerami

Method: ..

Method:

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defecti
e\
GROUP 0 ND e \\\\
Tab ITI
4.1 Visual N\ No visible damage
eXamination Legiblg marking and
as speqified in the
detail [specification
4.1 Dimensions See deflail
(dauging) specification

Within [specified
tolerance

Within |specified
tolerance

See detjlail specifica-
tion

No permanent break-
down or| flashover

See Tablle X

rejsistance '
GROUP 1A D See
Table III
4.1 Dimensions See detail specifi-
(detail) cation and Table VII
4.3 Robustness of Severity: see detail No visible damage
terminations specification v
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences

et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)

(voir note 1) ND (n) et

d'unités

défectueuses

admissibles
(pd)

4.4 Résistance 3 Sans séchage prélimi- Voir
la chaleur de naire tableau III
soudage Méthode selon spécifica-

(si applicable) tion particuliére (lA ou
1B)

4.19 Risistance du Solvant: Voir li spécification
cqgmposant aux Température du solvant: (: articyliére
sqlvants .ee <:

(4i applicable) Méthode 2
Reprise: ik\
< N
4.4.2 Mdsures finales Examen visuel Pas de |dommage
\\\\\\\ visibl
Capacité t) Voir tdbleau XI
Voir tdbleau XI
v
GROUPE 1B Voir
tableau III
Bonne qualité de

4.5 Sjudabilité
(si applicable

E

4.20

NS et

Solvant: ,
Température du solvant:

Méthode 1
Matériau de frottement:

1'étamage mise en
évidende par l1l'écou-
lement |1ibre de
ltalliage avec un
mouillage convenable
des sorfties ou, selon
le cas,| temps de
soudage| 3 s.

Marquagle lisible

4.6 Variations
rapides de

température

4.6.1 Contrbdle final

cotom hydrophile
Reprise:

0p = Température mini-
male de catégorie

6p = Température maxi-
male de catégorie

Cinq cycles

Durée tj; = 30 min

Examen visuel

Pas de dommage
visible



https://iecnorm.com/api/?name=8bbd2bc3f5a987a1d593277ddc0da864

384-14 © IEC:1993

— 55—

TABLE V (continued)

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.4 Resistance to No pre-drying See
soldering heat See detail specification Table III
(if applicable) for the method (1A or
1B)
4.19 Cdmponent sol- Solvent: Sepdetlail specifi-
vegnt resistance Solvent température: ... (: ti
(if applicable) Method 2
Recovery: ... §§\
< N
4.4.2 Final Visual examination No visible damage
melasurements \\\\\\\
Capacitance See TaBle XI
See Tahle XI
GROUP 1B See
Table III
4.5 Solderability Good tinning as
(ilff applicable) evidencled by free
flowing| of the solder
with weltting of the
terminations or
solder |shall flow
within |3 s, as
applicapble
4.20 So Solvent: Legible| marking
r:E olvent temperature:
t Method 1 '
Rubbing material: cotton
wool
Recovery: ...
4.6 Rapid change 6p = Lower category
of temperature temperature
0p = Upper category
temperature
Five cycles
Duration t; = 30 min
4,6.1 Final Visual examination No visible damage
inspection
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de chaleur
humide, essai
Db, premier
cycle

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.7 Vibrations Pour la méthode de Voir
montage et sévérité: tableau III
voir la spécification
particuliére
Sévérité: ... (
4.7.2 (ontrble final Examen visuel ds\ de |dommage
vigibdg
4.8 Secousses Pour la méthode de :§\
ou montage et sévérité: << \
4.9 Chocs voir la spécification
particuliére \\\\\\\
Sévérité: t>
4.8.2 Mesures Examen el Pas de |[dommage
ou flinales visible
4.9.2
Capacitég Voir paragraphe 4.8.2
ou 4.9.12 de cette
spécifilcation
\\/N Voir tableau XII
v
GROUPE 1 \K\ Voir
tableau III
4.10 E sai Qc ou essai Qd Pas de présence de
b comme prescrit dans la fuite
a ij> pécification particu-
liére
4,11 S
c
4.11.1 Mpsures Mesures effectuées en
initiales 4.4.2, 4.8.2 ou 4.9.2
selon le cas
4.11.2 Chaleur séche Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.11.3 Essai cyclique
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TABLE V (continued)

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.7 Vibration For mounting method and See
severity see detail Table III
specification

Severity: ...

4.7.2 Flinal Visual examination < vigilble damage
inspection

[

4.8 Blump For mounting method and §§\
or severity see detail <:
4.9 Shock specification

4.8.2 Flinal
or measurements
4.9.2

No visible damage

See Subclause 4.8.2
or 4.9.2 of this
specification

See Tabjle XII

v
GROUP 1 0 See
Table III
4.10 Cpntainer No evidence of
spaling (4f as\pregcribed in the leakage
appli Efgail specification

4.11 ClLim

4.11.1 Ihitial Measurements made in

mrasurements 4.4.2, 4.8.2 or 4.9.2
iate
4.11.2 Dry heat Temperature: upper

category temperature

Duration: 16 h
4.11.3 Damp heat,
cyclic,
Test Db,
first cycle v
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et

d'unités

défectueuses

admissibles

(pd)

4.11.4 Froid Température: température Voir

minimale de catégorie

Durée: 2 h

tableau III

4.11.5 Bssai cyclique
e chaleur
umide, essai
b, cycles
estants

B Y Q

4.11.6

esures
inales

<

Examen visuel

Tens i 2
%ﬁta ce\dYisolement

N

Pas de
visiblg
Marquag

dommage
e lisible
bleau XII

Voir ts

Voir tdbleau XII

Voir tdbleau XII

Voir tgbleau XII

v Voir tableau XII
GROUPE \) Voir
tableau III
4.12 >
4.12.1 i:> Les mesures du Groupe 0
doivent étre utilisées
4.12.2 Condensateurs cérami-
d'essai que: La moitié de
1'échantillon avec Ug;
l'autre moitié sans ten-
sion appliquée
Autres condensateurs:
pas de tension appliquée
4.12.3 Mesures Examen visuel Pas de dommage
finales visible

Marquage lisible
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TABLE V (continued)

Subclause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Number of
specimens
(n) and
number of
permissible
defectives

(pd)

Performance
requirements
(see Note 1)

4.11.4 Cold

Temperature: lower
category temperature

Duration: 2 h

See
Table III

4.11.5 Jamp heat,
gyclic,
Test Db,
remaining
gycles
4.11.6 Einal
neasurements

<

Visual examination

Capacitance

N
)

v

NS

See Table XII

See Table XII

See Table XII
See Tahle XII

See Table XII

GROUP 2

roup 0 measurements
to be used ’

Ceramic capacitors:

See
Table III

4.12.3 Final
measurements

half the s_a_m,p_]_e_wifh UR
applied; other half with

no voltage applied

Other capacitors:
no voltage applied

Visual examination

No visible damage
Legible marking

No visible damage
Legible marking
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les condensateurs céra-
mique et les circuits
RC utilisant de tels
condensateurs

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Capacité Voir Voir tableau XIII
tableau III
Résistance Voir tableau XIII
(si applicable)
Tan § (si applicable) ir tibleau XIII
Tension de tenue <: (: ir tableau XIII
Résistance d'isolement (/\\\}\ \>B{f gbleau XIII
GROUPE 3 D < \/ S
tablea
4.13.1 Mesures Les mesures du Gro 0 \\\\\\\
initiales doivent étre utilifsé
4.13 Impulsion i) Voir 4.J13.2 et 4.13.3
de tension
4.14 Endurance
4.14.7 Mesures Pas de [dommage
flinales visiblel
> Marquagle lisible
apacité Voir t]ZIeau X1v
Résistance Voir tableau XIV
(si applicable)
Tan § (si applicable) Voir tapleau XIV
Tension de tenue Voir tableau XIV
Résistance d'isolement v Voir tableau XIV
GROUPE 4 D Voir
tableau III
4.15 Charge et Seulement pour les con-
décharge densateurs métallisés,
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TABLE V (continued)

4.14.7

4.13.1 Initial
measurements

.13 Impulse

<!

oltage

.14 HBndurance

NS S

Group O measurements
be used

Peak volta

TR

see 4.14.3,
Sakual examination
Capacitance
Resistance

(if applicable)

ST
D

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
Capacitance See See Table XIII
Table III
Resistance See Table XIII
(if applicable)
Tan § (if applicable) Ser' Table XIII
Voltage proof <: ee Tabhle XIII
Insulation resistance <:\\\2§\ ee’ Table XIII
GROUP 3 D <;

See 4.13.2 and 4.13.3

No visible damage
Legiblg marking

See TaBle XIV

See Tahle XIV

Tan § (if applicable)

See Table XIV

Voltage proof See Table XIV
Insulation resistance \ See Table XIV
GROUP 4 D See
Table III
4,15 Charge and Only for metallized
discharge and ceramic capacitors
and RC-units using such
capacitors v
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TABLEAU V (suite)

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombre de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et

d'unités

défectueuses

admissibles

(pd)
4.15.1 Mesures Les mesures du Groupe 0 Voir
initiales peuvent étre utilisées tableau III

pourvu que les condi-
tions de mesure soient
Tes meémes que celles
requises pour cet essai;

de plus, sauf pour les (

circuits RC, tan § doit

étre mesurée a: \\\\\//
10 kHz pour Cg S 1 uF :§\
1 kHz pour Cg > 1 WF <<

4.15.3 Mesures Capacité Voir tgbleau XV

inales

[a)]

Tan § 3 la méme Voir tableau XV

quence

%

Résistapce Voir tableau XV

(si app ic
}h&gz;:;hﬁ\

d"! isollenient v Voir tableau XV

~—"
GROUPE 5 Voir

iques 3 f ic particuliére; particuliére

ﬂuence r voir lg spécification
électrigque
méthode de mesure v

<;:>. tableau III
4.16 CQaractéri éi:\\/\‘s reguis\dans la spéci- Voir la spécification
t -

rticuliére pour 1la
GROUPE_6 \\<§§\ \}} ’ Voir

tableau III

4.17 InflammabihNité l Voir 4.]17.1
pPssive
GROUPE 7 D Voir
tableau III
4.18 Inflammabilité A 1'étude®) l
active

*) Voir note 8 de la page 40.

3.5 Contrble de la conformité de la qualité

Avant d'effectuer le contrble de la conformité de la qualité on doit réaliser

-«

l'essaji de tension de tenue & 100 % entre les sorties selon le tableau VIII.
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TABLE V (continued)

measuring conditions are
the same as required for

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.15.1 Initial Group 0 measurements may See
measurements be used, provided the Table III

this test; in addition
except for RC-units
tan § shall be measured (
at: 10 kHz for CR £ 1 yF
1 kHz for Cg > 1 uF :k\
4.15.3 ﬂinal Capacitance << \ Sée Talle XV
easurements
Tan § at same frequéncy \\\\\\\ See TaHle XV
as initial measureme
(not for RC-uni z)
See Table XV
v See Table XV
GROUP 5 See
Table III
4.16 Radio- See detlail
frequenc{;:Ba— specifilcation
rlacteristies
A\
GROUP 6 See
Table III
4,17 Hassi I See 4.1j7.1
fil bilt v
GROUP 7 \\\\/> D See
Table III
4,18 Active Under consideration®) l
flammability

*) Seg Note 8 on page 41.

3.5

Quality Conformance Inspection

Before submission to the quality conformance inspection an appropriate 100 %
voltage proof test between terminations according to Table VIII shall be made.-
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Les modalités de cet essai doivent &tre la prérogative du fabricant, mais la
durée ne doit pas étre inférieure 3 1 s. Si l'essai de tension continue est
utilisé & la place de l'essai de tension alternative pour les condensateurs
Y, la tension continue utilisée ne doit pas é&tre inférieure a 1,8 fois la
tension alternative d'essai du tableau VIII. Tous les défauts doivent é&tre
éliminés du lot avant d'effectuer l'essai lot par lot.

Formation des lots de contrdle

(a) Contrdle des Groupes A et B

Ces essais doivent &tre effectués lot par lot selon le tableau VIA.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de contrble sous
réserve que les régles suivantes soient respectées:

(B Le lot de contrble doit se composer de condens structure

semblable (voir paragraphe 3.2).

(Ra) purs de
dans le
(pb) B moins de

ronstitu-~-
le fabri-

boser de
1 sous-—

oupe B, le lot de contr8le doit se composer de
iqués avec des procédés et des matériaux semplables.

Leés/échantillons doivent é&tre représentatifs de la production coufrante
cprresponda io spécifi i & issus d'une méme
tension nominale d'une méme classe ou sous-classe. Au cours des périodes

suivantes d'autres dimensions de boitiers de la production doivent é&tre
soumises aux essais afin de couvrir l'ensemble de la gamme.

Aucune unité défectueuse n'est autorisée pour les condensateurs de classe Y
durant l'essai de tension de tenue.

Programme d'essai

Le programme des essais lot par lot et des essais périodiques pour le
contrble de la conformité de la qualité est donné & la deuxiéme section,
tableau IV de la spécification particuliére-cadre, par exemple Publication
384-14-1 de la CEI.
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3.5.

3.5.

1

2

The details of this test shall be the prerogative of the manufacturer, but

the time shall not be less than 1 s. If a d.c. test voltage is used instead of
a.c. for class Y capacitors, it shall not be less than 1,8 times the a.c. test
voltage in Table VIII. All defectives shall be removed from the lot prior to
lot-by-lot testing.

Formation of inspection lots

(a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis according to
Table VIA.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots

subject to the following safeguards:

q1 The inspection lot shall consist of structura
(see Subclause 3.2).

cqpacitors

(2a)

the basis
facturer

(2v)

and
For o onents of
the g 8 b-class and shall be tgken from

oltage

onents
o the

processes and materials, as related ¢t

the

pecified periods and shall be taken from the same rated voltage,l class
= i i i ilon shiall

be tested with the aim of covering the whole range of the approval.

No defectives are permitted for class Y capacitors in the voltage proof
test.

Test Schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for Quality Conformance
Inspection is given in Section Two, Table IV of the Blank Detail Specifi-
cation, e.g. IEC Publication 384-14-1.
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Livraison différée

Dans le cas d'une livraison réalisée plus de trois ans aprés le contrdle,

un nouveau contrdle doit étre effectué. Conformément aux procédures de la
Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 3.5.2, un nouveau contrdle doit

étre effectué, la tension de tenue & la tension d'essai applicable, la
capacité, la résistance (si applicable) et la résistance d'isolement doivent
étre vérifiées comme spécifié dans le contrdle du Groupe A et la soudabilité
doit &tre vérifiée selon le contrble du Groupe B.

Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particuliére-
cadre doit (doivent) de préférence étre choisi(s) dans les tableaux VIA et

VIB ci-aprés:
TABRLEAU VIA

N
Sousg-groupe B* C* Q/<<\ (j E*

de
contlr8lex* NC NQA NC NQA NC %\g/ NQA
% % RNz %

Al 1 )5
A2
Bl

Sous-groupe D EX
de
contrflex* ﬁ\\ n c p n c
ClA 6 6 0
C1B** 6 12 0
cl /\ 6| 18] 1
C2 6 10 0
C3
Classe 12 )
Class M 3112 )0
Tr rs 6 |)
X\/ 6 6 1
C5 :> 12 4 1
Ccé 12 |6-18 o]
C7 12 | - 0
P = périodicité en mois
n = effectif de 1'échantillon
¢ = nombre admissible de défectueux

Notes relatives aux tableaux VIA et VIB:

* Les niveaux d'assurance B, C et E sont a 1'étude.

*% Le contenu des sous-groupes de contrdle est décrit dans la deuxiéme
section de la spécification particuliére-cadre applicable.

*** Les essais de vibrations, secousses et chocs dans ce sous-groupe ne
sont exigés que tous les 12 mois.

La procédure d'essai et 1'échantillonnage pour le groupe C7 sont a 1'étude.
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Re-inspection in the case of delayed delivery shall be carried out at
intervals not exceeding three years. When according to the procedures of
IEC Publication 384-1, Subclause 3.5.2, re-inspection has to be made,
voltage proof at the full relevant test voltage, capacitance, resistance

(if applicable) and insulation resistance shall be checked as specified in
Group A inspection and solderability shall be checked according to Group B

inspect

Assessment levels

ion.

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall

preferably be selected from the following Tables VIA and VIB:

TABLE VIA
Inspgction B* C* D <f\\ (\ E*
sub-group** A\
IL AQL IL AQL IL \b\ }x\/ AQL
% % ¢ %
Al I \§5
A2 s
Bl \s§3 2\5
e
Ingpection D E%
sub-group**
n n c
ClAa 6 6 0
Cl1B** 6 12 0
Cl 6 18 1
6 10 0
12 )
3 12 ]) 0
. 6 |)
6 6 1
12 4 1
12 16-18 0
12 - 0
P = périodicity in months
n = sample size
¢ = permitted number of defectives
Notes concerning Tables VIA and VIB:
* The assessment levels B, C and E are under consideration.
** The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two
of the relevant blank detail specification.
**% The vibration, bump and shock tests in this sub-group are required to

be carried out every 12 months only.

The test procedure and sampling for Group C7 are under consideration.
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

4. Méthodes d'essai et de mesure

Cette section compléte les informations données dans la Publication 384-1

de la CEI,

section quatre.

Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4, avec les modalités supplé-

mentaires suivantes:

4.1.1

Lignes de fuite et distances d'isolement

Les lignes de fuite et les distances d'isolement 3 l'extérieur du condensa-

eur entre les parties actives de polarité différente
ctives et un boitier métallique ne doivent pas étre

propriées données dans le tableau VII.

TABLEAU VII

s parties

Ug 130 V (13(’7<W 250 < Ug £ 440 V
Point de mesure = \VZe
Ligne d<=< sta ighgé QDis ance |Ligne de|[Distance
fuite d'igole~ uit isole- |fuite d'isole-
nt ent ment
mm @ft \\\3;3 mm mm mm
Entre lles parties dan- \\XK(,\\\ :>
gereusels de polarité 0 »5 3,0 2,5 4,0 3,0
différeﬁte
(1) Q
Entre les part@ >
gereuser et les .
parties 0 1,5 4,0 3,0 - -
toute 1 >
tes
parties| métalliques de 8,0 8,0 8,0 8,0 - -
toute 1|'iso i n-
forcée
(3)
Ce tableau est issu du tableau de la Publication 335-1 de la CEI, article 29.

Des informations supplémentaires peuvent &tre obtenues par référence i 1l'en-

semble du tableau.

La conformité 3 ces valeurs doit &tre vérifiée selon les régles fixées dans
la Publication 335-1 de la CEI pour les mesures 3 l'extérieur du condensa-
teur. Des exigences complémentaires peuvent &tre nécessaires, par exemple
pour les condensateurs protégés contre les chutes de gouttes d'eau ou la

- projection dteau.

aux valeurs
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SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

Test and measurement procedures

This section supplements the information given in IEC Publication 384-1,
Section Four.

1. Visual examination and check of dimensions

See IEC Publication 384-1, Subclause 4.4, with the following additional
details:

.1.1 Creepage distances and clearances

Creepage distances and clearances on the outside of the capacitor between
ive parts of different polarity or between live part a metal case
hall not be less than the appropriate values given Table)VII

TABLE VIT

N
Range o%ﬁ%{ @ag N

U < 130 V 30 @s&v 250 < Ug £ 440 V

Points of measurement

Creepage|Cleara &eg§ age earance|Creepage|Clearance
distancg M is a distance
nhf\_/ mm mm mm

mm >§
Between live parts of
differgnt polarity 2,0 3 2,5 4,0 3,0
(1) <\(\ >
Between live parts d s

other metal parts er <::
basic insulatiéi:> 2, 4,0 3,0 - -
(2)
Between live p4rt d
e
io
ANN

other metal
, 0 8,0 8,0 8,0 - -
\ \/

reinfonced insu
(3

his-tab ig’ extracted from the table in IEC Publication 335-1, |Clause 29.

urther information may be obtained by reference to the full table.

Compliance shall be checked by measurement according to the rules laid down
in IEC Publication 335-1 for measurements on the outside of the capacitor.
Additional requirements may be necessary, e.g. for drip-proof and splash-
proof capacitors.
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Notes pour le tableau VII:

1. -Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre les sorties
d'un condensateur X.

2. -Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre l'une ou
l'autre des sorties et le boitier métallique d'un condensateur X et pour
les mesures entre les sorties ou entre l'une ou l'autre des sorties et
le boitier métallique du condensateur Y2, Y3 ou Y4.

3. -Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre les sorties
d'un condensateur Yl.

Essais électriques

Tension de tenue

toir paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de la CEI(avec odalités
uivantes:

Circuit d'essai pour les essais en tension continue
Retirer le condensateur C; si le condensateu ction de
celui-ci est un condensateur en film méta r en papier

métallisé.

e produit de Ry et (C; + Cy) doit &
pupérieur a 0,01 s.

et

Brieure

ternative

/60 Hz

ur alimenté
de zéro
jtesse inférieure & 150 V/s. Le tempp d'essai
tension d'essai est atteinte. A la fin Hu temps
essai doit étre ramenée & zéro et le condepsateur

Lorsque 1'homolog

ont ef _

£

ot par lot et a 100 Z la tension doit &tre applliquée direc-
a)'la\tension maximale d'essai, mais on doit prendre soin fd'éviter

ension appliquée

La tension donnée dans le tableau VIII doit étre appliquée entre les points
de mesure du tableau I de la Publication 384-1 de la CEI pour une durée de
1 min pour les essais d'homologation et les essais périodiques et pour une
durée de 2 s pour les essais de conformité lot par lot, avec les modalités
suivantes:

a) L'essai selon 2¢) du tableau I de la Publication 384-1 de la CEI ne doit
pas étre réalisé.

b) Pour les dispositifs encapsulés dans des boitiers non métalliques un
essai de tension de tenue selon l'essai C doit étre réalisé seulement
pour les essais d'homologation et les essais périodiques.
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4.2

4.2.1

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

Notes to Table VII:

1. -These limits shall be used for measurements between terminals of an
X-capacitor.

2. -These limits shall be used for measurements between either terminal
and the metal case of an X-capacitor, and for measurements between
terminals or between either terminal and the metal case of a Y2-, Y3-
or Y4-capacitor.

3. -These limits shall be used for measurements between the terminals of
a Yl-capacitor.

Electrical tests

Voltage proof

See Subclause 4.6 of IEC Publication 384-1 with the wing\details:

Test circuit for d.c. tests

Omit the capacitor C; if the capacitor und < of1 f it is

The product of R; and (Cj; + Cx) shal s and

lgreater than 0,01 s,

ltage
from a
d the voltage shall be raised from [near
a rate not exceeding 150 V/s. The test time
¢ time the test voltage is reached. At the end
he test voltage shall be reduced to near zero |and the

When for gua
is appl 7
variable \:

and 100 ¥ testing the voltége shall be applied dilrectly at
Voltage, but care should be taken to avoid overvolitage peaks.

Applied voltage

The voltage given in Table VIII shall be applied between the measuring
points of Table I of IEC Publication 384-1 for a period of 1 min for
qualification approval and periodic testing and for a period of 2 s for
lot-by-lot quality conformance testing, with the following details:

a) Test according to 2c) of Table I of IEC Publication 384-1 shall not be
made. -

b) For encapsulated units with a non-metallic case, a voltage proof test
as Test C shall be carried out only for qualification approval tests
and periodic tests.
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c) La méthode d'application de la tension d'essai pour l'essai C

CEI:1993

doit étre

donnée dans la spécification particuliére. Pour l'hbmologation la
méthode de la feuille de la Publication 384-1 de la CEI, paragraphe
4.5.3.1 doit &tre utilisée, si rien d'autre n'est spécifié dans la

spécification particuliére.

L'attention est attirée sur le fait que la répétition de l'essai de

tension de tenue effectuée par l'utilisateur peut endommager le
condensateur.

TABLEAU VIII - TENSION DE TENUE

Classe Gamme de Essai A Essai B ou C
tensions
nominales
X1 {500 Vv 4,3 UR (tension
X2 continue)
X3
Y1 £ 250 v 4 000 V (tension ‘Bbiyx
alternatlve) ~TBQP ion altethative)
Y2 2150 v 1 500 V ( i 2 W 1560 v (tension
Y3 250V e) a rnagive) avec un

de 2 000 V
ion alternative)z)

\t\/ 900 V (tension
\Q& er ve) alternative)z)

prescrite.

de dérivation en delta et en T clonfor-
¢, la tension entre bornes et bolitiers
ai appropriée aux condensateurs de flasse

sais lot par lot des classes Y2, Y3, et Y4 dep con-
'essai en tension alternative peut é&tre remplacé

lter—

Il \he doit pas y avoir de claquage permanent ou de contournement

pendant

la période d'essai.

Capacité

Voir paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI avec les modalités

suivantes:

Conditions de mesure

La capacité mesurée doit é&tre la capacité série équivalente.

La fréquence de mesure doit étre 1 kHz.
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c) The method of applying the test voltage for Test C shall be given in
the detail specification. For qualification testing the foil method of
IEC Publication 384-1, Subclause 4.5.3.1 shall be used, unless other-
wise specified in the detail specification.

Attention is drawn to the fact that repetition of the voltage proof test
by the user may damage the capacitor.

TABLE VIII - VOLTAGE PROOF

Class Range of Test A Test B or C
rated
voltages
X1 {500V 4,3 Ug (d.c.) 2 Ug + 1 ' (a
X2 with a mingymum
X3 2 000 V ( )l
Yl £ 250V 4 000 V (a.c.) 0\V ) N
Y2 > 150 v 1 500 V (a.c )2 ‘\\i\ééb Vv (a.c.)
Y3 {250 v i h minimum of
2Zf90 V>{(a.c.) 2)
Y4 <150 v ) 2) 900 V (a.c.)?2)
Notes 1) For [de and connevted capacitor units according to
ig 5 nd\5c\the\test voltage for terminals-to-case¢
ppropxiagte test voltage for the Y-capaciters.
s of class Y2-, Y3- and Y4-capacitorg the
ge may be replaced by a d.c. voltage of |,5
ribed a.c. voltage.
4.2.1.4 )
4.2.2 Capacitance

See Subclause 4.7 of IEC Publication 384-1 with the following details:

4.2.2.1 Measuring conditions

The capacitance measured shall be the series equivalent capacitance.

The measuring frequency shall be 1 kHz.
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La tension de mesure ne doit pas dépasser la tension nominale. Pour les
condensateurs a diélectrique en céramique, la tension de mesure doit é&tre
I,0vas+o0,2V.

Comme la capacité des condensateurs en céramique, ainsi mesurée, est la
capacité sous faible niveau, le fabricant doit fournir les informations
complémentaires suivantes pour les condensateurs céramique:

(i) Courant maximal attendu 2 travers le condensateur sous la tension
nominale & 50/60 Hz, en tenant compte de la tolérance sur la capa-
cité et de la caractéristique capacité/température.

(ii) Capacité minimale attendue compte tenu de la tolérance sur la capa-
cité et de la caractéristique capacité/température.

Exigences

La valeur de capacité doit é&tre 3 1'intérieur de écifiée.

Tangente de l'angle de pertes

Cet essai n'est normalement exigé que pouy éHallisés

et les condensateurs céramique.

Voir paragraphe 4.8 de la Publicatiof B > I avec les modalités
suivantes:

La fréquence de mesure doit 10 \kHz pour
Cr > 1 uF.

Résistance (Résistance Série (Equivalente’RSE) (pour circuits RC [seulement)

Fa RSE doit étre _me un cilkeuit équivalent série 2 la flréquence
S

uivante:

Fuivantes:

Correction de température

Si prescrit dans la spécification particuliére, la température & laquelle
la mesure est effectuée doit &tre notée. Si cette température est diffé-
rente de 20 °C, une correction doit étre faite & la valeur mesurée en
multipliant celle-ci par le facteur correctif approprié prescrit dans la
spécification intermédiaire pour le diélectrique considéré, ou donné dans
la spécification particuliére.

Exigences

La résistance d'isolement doit étre supérieure aux valeurs du tableau IX
ou du tableau X selon le cas.
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4.2.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.2

The measuring voltage shall not exceed the rated voltage. For ceramic

capacitors the measuring voltage shall be 1,0 V + 0,2 V.

As the rated capacitance of ceramic capacitors, as measured above, is the
small-signal capacitance, the manufacturer shall supply the follow1ng

information for ceramic capacitors:

(i) The maximum expected 50/60 Hz current through the capacitor at rated
voltage taking into account capacitance tolerance and temperature

characteristic of capacitance.

(ii) The miminum expected capacitance taking into account capacitance

tolerance and temperature characteristic of capacitance.

Requirements

The capacitance value shall be within the specified

Tangent of loss angle

This test is normally required for metallized
See Subclause 4.8 of IEC Publication 384-

The measuring frequency shall be 10 and 1 kHz

CrR > 1 pF. ‘
Resistance (Equivalent Sé;;éx‘ﬁgjggégnc for RC-units only

The ESR shall be measured,/in a s s uivalent circuit at the
frequency:

tors only.

owing details:

for

)

following

tails:

en ?::;Er;ied in the detail specification the temperature at wEich

he/measurement is made shall be noted. If this temperature diffprs from

20 °C, a correction shall be made to the measured value by multiplying it
by the appropriate correction factor prescribed in the sectional specifi-
cation for the relevant dielectric, or given in the detail specification.

Requirements

The insulation resistance shall exceed the values of Table IX or Table X

as appropriate.
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TABLEAU IX - Résistance d'isolement

Essais concernant la sécurité seulement

Essai A Essai B ou C
Si Cg > 0,33 yF Si Cg £ 0,33 yF R en MQ
RC en s R en MQ
2 000 6) 6 000 6 000

TABLEAU X - Résistance d'isolement

Essais concernant la sécurité et les performanﬁr\\\\\\

es
Essai A ﬁs\s;}\\q\\e
Diélectrique
sicg>0,33pF | Sicgfo, ;B>§§ R\gé>no
RC en s R ggAMQ\ \§\\

Papier>), 6) 2 000 6 000
Plastique 5 000 30 000
Céramique - 3 000

Notes pour les tableaux Iilét

capacité nominale et R |la

Des limites : gre { sodiées au diélectrique peuvent |[étre don-
nées dans : ificatis articuliére concernant les performances, si
possi Z a/publication de la CEI appropriée

ayant une borne reliée au boitier, les [limites 2

/ance d'isolement sont celles correspondant a

nsdteurs munis d'une résistance de décharge la mesure doit
sans cette résistance. Si la résistance ne peut étre débran-
ruire le condensateur, l'essai ne doit pas étre rgalisé dans
A; et pour l'homologation et les essais périodiques,| l'essai
réalisé sur la moitié des spécimens de 1'échantillon| qui est
spécialement sans résistanke de

doit étre
constitué de condensateurs réalisés

5)

6)

décharge.
Diélectriques mixtes plastique/papier également.
Pour les condensateurs a diélectrique papier imprégné ester, les valeurs

dans les trois derniéres colonnes doivent étre remplacées respectivement
par les valeurs 500, 1 500 et 2 000.

Robustesse des sorties

Voir paragraphe 4.13 de la Publication 384-1 de la CEI avec les modalités
suivantes:
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TABLE IX - Insulation resistance

Safety tests only

Test A Test B or C
When CRp > 0,33 pF| When Cg £ 0,33 pF R in MQ
RC in s R in MQ
2 000 6) 6 000 6 000

TABLE X - Insulation resistance

Safety and performance tests

AN

NN
e

Test A
Dielectric (/\\\’Q\
When CR > 0,33 pF| When Cg 3 ]Ni\\\§>§n MO
RC in s R i
Paper3), 6) 2 000 6 6 000
Plastic 5 000 ‘ 15 g0 30 000
Ceramic - /\ Q 6 oo% 3 000

Notes to Tables IX and X

2]

in the
e by

) Limits more
detai{;jge p
reference

he

w
Nt
. 1y
[o]
La ]
(¢}
LJ
[
0

carried
cannot be
hall be
Group A; and for qualification approval and periodip tests,

the test shall be carried out on half of the specimens in the kample,
whic i i i i i rge
resistors.

5) Also for mixed plastic/paper dielectrics.

6) For capacitors with ester-impregnated paper dielectric, the values in
the last three columns of the table shall be replaced respectively by
the values 500, 1 500 and 2 000.

Robustness of terminations

See Subclause 4.13 of IEC Publication 384-1 with the following details:
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La méthode d'essai et le degré de sévérité 2 utiliser doivent étre spécifiés
dans la spécification particuliére.

L'essai pour les contacts 3 encliquetage doit étre spécifié dans la spéci-
fication particulidre; les méthodes d'essai et les sévérités doivent é&tre

en accord avec les parties applicables de la Publication 760 de la CEI ou de
la Publication 685 de la CEI.

Résistance 3 la chaleur de soudure

Cet essai n'est pas applicable pour les condensateurs avec des sorties par
fils isolés de longueur supérieure a 10 mm ou pour les condensateurs avec
des sorties non destinées i é&tre soudées (sorties telles que cosses & vis
ou cosses faston).

joir paragraphe 4.14 de la Publication 384-1 de la CEI/aveée lesymodalités
uivantes:

Jonditions d'essai

Hxamen, mesures et exigences finales

=t

es aprés
pe 1.

es mesures finales aprés cet essai
lles essais du Sous-groupe 1A et ave

ils doi-

<
o O
=]
ct

0
R O
O 3
T oo
o o
8B
[/}
A
o ct

o
p oo
§H

n
o o
"o
e
0 <
o o
8B
0 ct
]
]
c

N

Examen ou Mét e TEXQQSJ Exigence

mesure ;}Q\d mesu

Exameé\/) <\V\\ ;Eg{ééye 4.1 Pas de dommage visible

visuel/\@ \ :

Capasit :?Eégaphe 4.2.2 | La capacité ne doit pas
avoir varié de plus de 5 %)
par rapport a la capacité
mesurée au Groupe "O" du
tableau II ou du tableau III

Bésistance Paragraphe 4.2.4 IAR/RI 5%

(si applicable)

*) Pour les condensateurs céramique la différence de capacité doit é&tre
<10 %.

Soudabilité
Cet essai n'est pas applicable pour les condensateurs avec des sorties
non destinées & &tre soudées (sorties telles que cosses 3 vis ou contacts

a2 encliquetage).

Voir paragraphe 4.15 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les modalités
suivantes:
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4.4

4.4,

.1

2

The test method and degree of severity to be used shall be specified in

the detail specification.

The test for snap-in contacts shall be specified in the detail specifica-
tion; the test methods and severity shall comply with the applicable parts

of IEC Publication 760 or IEC Publication 685.

Resistance to soldering heat

This test is not applicable to capacitors with insulated leads longer than
10 mm, or to capacitors with terminations not intended to be soldered (such

as screw and fast-on terminations).

See Subclause 4.14 of IEC Publication 384~1 with the following details:

Test conditions

There shall be no pre-drying.

Flinal inspection, measurements and requirement

The final measurements after this test are
Group 1.

The capacitors shall be visually e
requirements of Table XI.

rements
ests of

meet the

L
Inspection or I t'oQ\Qié Requirement
} measurement m fae od%

r
t
N
~—"
Visual bclause 1 No visible damage
exami(é%}pn
N \/\

Capacit

</\\\ not exceed 5 7*)

finally and in Group "0" o
Table II or Table III shal

e Su \\hsg 4.2.2 The difference between the
> capacitance measured

= h

Subclause 4.2.4 IAR/RI 5%

*) For ceramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 10 %.

Solderability

This test is not applicable to capacitors with terminations not intended

for soldering (such as screw terminations and snap-in contacts).

See Subclause 4.15 of IEC Publication 384-1, with the following details:
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4.5.

4.5,

4.6

2

4.6.1

4.7.

4.8

4.8.

2

1
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Conditions d'essai

Il ne doit pas y avoir de séchage préliminaire.

Lorsque la méthode 2 est utilisée un fer 3 souder de dimension A doit étre
utilisé.

Les exigences sont indiquées au tableau V.

Variations rapides de température

Voir paragraphe 4.16 de la Publication 384-1 de la CEI avec les modalités
suivantes:

Nombre de cycles: cinqg.

Durée d'exposition aux températures extrémes: 30 min

Exkamen final

-

ps condensateurs doivent &tre examinés visuel ne dgit pas y
voir de dommage visible.

%]

Viibrations

Vpir paragraphe 4.17 de la Publica a CEI avec les mpdalités

hivantes:

2]

Cbnditions d'essail

Lh méthode B4 et le degré de s@vérdté ant de l'essai F, sont pppliqués:

[=]
-~y
[,
(=9
o
Q.
[
Lo}
-
[

aplus faible des amplitudes,| avec
fune des ga e: 10 Hz a 55 Hz, 10 Hz a 500 Hz,

D Hz & 2 300 - de~botale doit &tre 6 h.
a spécifil i iére, doit préciser la gamme de fréquencef et doit

. [

ayissi pres de montage a utiliser. Pour les condenpateurs i
s

e

—

pour &tre fixés par leurs sorties, la dfistance
point de fixation doit étre de 6 mm + 1 mm.

Leés condensabteutrs doivent &tre examinés visuellement et il ne doif pas y
avoir.de dommgage visible.

Sécousses

La spécification particulidre doit indiquer si 1l'on doit appliquer 1l'essai
de secousses ou l'essai de chocs.

Voir paragraphe 4.18 de la Publication 384-1 de la CEI, avec les modalités
suivantes:

Conditions d'essai

Les sévérités préférentielles sont les suivantes:
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4.5.1

4.5.2

4.6.1

4.8

4.8.1

Test conditions

No ageing is required.
When Method 2 is used, a soldering iron of size A shall be used.
The requirements are given in Table V.

Rapid change of temperature

See Subclause 4.16 of IEC Publication 384-1 with the following details:

Number of cycles: five.

Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

Hinal inspection

e \no Yisible

(=]

he capacitors shall be visually examined and the
amage .

o)

j<t

ibration

j:e Subclause 4.17 of IEC Publication 384-1 following degtails:

st conditions

00 Hz,
10 Hz to 2 000

shall
lso prescribe tt ] k h axial
leads wh{ii>a 2 < a_miounted by the leads, the distance| between
the body d < ing

e detail spe

isible

=2}

J

he/detail specification shall state whether the bump or the shocr test
applies. :

See Subclause 4.18 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Test conditions

The following are the preferred severities:
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4.8.2

4,9.2
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Nombre total de secousses: 1 000 ou 4 000
Accélération: 390 m/s2 (40 g)

Durée de 1'impulsion: 6 ms

La méthode de montage et la sévérité doivent étre prescrites dans la

spécification particuliére.

Examen, mesures et exigences finales

Les mesures finales aprés cet essai, sont les mesures intermédiaires aprés
les essais du Sous-groupe 1B et avant les essais restants du Groupe 1.

especter les exigences suivantes:

11 ne doit pas y avoir de dommage visible.

Ila variation de capacité par rapport i la valexd
flableau III ne doit pas étre supérieure 3 5 %
dqondensateurs céramique.

t doivent

e "O" du

I ieure i la
1

Ghocs

pi r l'essai
d

Voir paragraphe tion\ 384-1 de la CEI, compte tdnu des
modalités suivan

(Jonditions. d'
Iles sévéiggg

Horme de '

sont les suivantes:

demi-sinusoide

| AN
c :I%Ya 'o;Vé;éte Durée correspondante
de 1'impulsion
/s%(g)) (ms)

\\266 (50) 11

981 (100) 6

La méthode de montage, la sévérité et le nombre de chocs suivant
axes doivent étre spécifiés dans la spécification particuliére.

Examen, mesures et exigences finales

tous les

Les mesures finales aprés cet essai sont les mesures intermédiaires aprés

les essais du Groupe 1B et avant les essais restants du Groupe 1.
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4.8,

4.9

4.9.

4.9.

2

1

2

Total number of bumps: 1 000 or 4 000

' Acceleration: 390 m/s2 (40 g)

Pulse duration: 6 ms

The mounting method and the severity shall be specified in the detail

specification.

Final inspection, measurements and requirements

The final measurements after this test are the intermediate measurements
after the tests of Sub-group 1B and before the remainder of the tests of

Group 1.

FW |

'he capacitors shall be visually examined and measure
ollowing requirements:

=

There shall be no visible damage.

o |

he change of capacitance compared with the va
able III shall not exceed 5 % except for
ot exceed 10 %.

| -]

- |

he change of resistance
able XII.

[ |

lrn

hock

The detail specification
gpplies.

See Subclause 4.

Test conditi

The follo

Hulse-shape?

\iéle ation Corresponding duration
of the pulse
(m/s¢(g)) (ms)

;;5/ (50) 11

meet the

bup "0" of
re it shall

(if applicah ] xceed the limit in

tk test

letails:

981 (100Q) 6

The mounting method, the severity and the number of shocks along
axis shall be specified in the detail specification.

Final inspection, measurements and requirements

each

The final measurements after this test are the intermediate measurements
after the tests of Sub-group 1B and before the remainder of the tests of

Group 1.
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4.10

4.10.1

4.10.2

4.11.1

4.11.

4.11.3

4.11.4

-84 — 384-14 © CEIL:1993

Les condensateurs doivent &tre examinés visuellement et mesurés et doivent
respecter les exigences suivantes:

Il ne doit pas y avoir de dommage visible.

La variation de capacité par rapport & la valeur mesurée au Groupe "0" du
tableau III ne doit pas étre supérieure 3 5 % et 3 10 % pour les condensa-

teurs céramique.

La variation de résistance (si applicable) ne doit pas étre supérieure i
la limite dans le tableau XII.

Etanchéité du bolitier

Barticuliére.

modalités suivantes:

Jonditions d'essai

o]

st appliqué.

Bxigences

Q.

e fuite.

in

équence climati

Voir paragraphe 2.
modalitééffyiv ntes

Mesures initial

Cet essai n'est applicable que s'i

Voir paragraphe 4.20 de la Publication 384-1 de 1la

endant ou aprés l'essai,

ation

enju des

Iles condensateurs doivent étre soumis soit 3 i 3 l'egsai Qd de
Ja Publication 68-2-17 de la CEI. Sauf/indica traire dans [la spéci-
flication particuliére, la méthode 1 i essai Qc

e trace

pour la séquence climatique sont les mesures
ragraphes 4.4.2, 4.8.2, ou 4.9.2 selon le cas.

phe 4.21.2 de la Publication 384-1 de la CEI compte tlenu des

lodalités suivantes:

-

Aucune mesure n'est exigée a3 la température maximale de catégorie.

Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, premier cycle

Voir paragraphe 4.21.3 de la Publication 384~1 de la CEI.

Froid

Voir paragraphe 4.21.4 de la Publication 384-1 de la CEI compte tenu des

modalités suivantes:

Aucune mesure n'est exigée 3 la température minimale de catégorie.
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4.10

4.10.

4.10.

4.11.

4.11.2 D

4.11

4.11.

1

2

1

.3

The capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the
following requirements:

There shall be no visible damage.
The change of capacitance compared with the value measured in Group "O" of
Table III shall not exceed 5 % except for ceramic capacitors where it shall

not exceed 10 %.

The change of resistance (if applicable) shall not exceed the limit in
Table XII.

Container sealing

This test is applicable only if prescribed in the detail specification.

ee Subclause 4.20 of IEC Publication 384-1 with the i ddtails:

st conditions

e capacitors shall be subjected to either t : of IEC
blication 68-2-17, as appropriate. Unlesgs e W iin the
tail specification, Method 1 shall be oyed.
quirements

DEring or after the test, ce of

leakage.

O

limatic sequence

S tails:

ements

details:

Sge.Subclause 4.21.3 of IEC Publication 384-1.

Cold

See Subclause 4.21.4 of IEC Publication 384-1 with the following details:

No measurements are required at the lower category temperature.
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4,11.5

4.11.6

4.12

4.12.1
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Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, cycles restants

Voir paragraphe 4.21.6 de la Publication 384-1 de la CEI.

Examen, mesures et exigences finales

Voir paragraphe 4.21.7 de la Publication 384-1 de la CEI compte tenu des
modalités suivantes:

Le temps de reprise doit étre 24 h + 2 h dans les conditions atmosphériques
normales d'essai.

Aprés reprise, les condensateurs doivent étre examinés visuellement et
mesurés et doivent répondre aux exigences du tableau XII.

TABLEAU XII /A(/—\\\\\
Examen ou 1 Méthode d'examen Exigence
pesure ou de mesure
Examen Paragraphe 4.1 Pas de _ do égéiigs'ﬁ}é\;>
visuel Le mafgaég\ @k@& &txe lisible.
N
Capacité Paragraphe 4.2.2 idé.ne doit pas variler
e Sy * par rapport i
surée au paragraphe
A2 ou 4.9.2 selon |le
as.
Tangente de Paragraphe 4°£>3\~ L'agcroissement de tan § par
1'angle de port 4 la valeur mesurée
pertes roupe "0" ne doit pas étjre
(condensateurs périeur a
Eétallisés 0,008 pour Cg ﬁ 1 uF
eulemengz 0,005 pour Cg > 1 uF
Résista§;s>> Paragraphe 472.4 AR| ¢
(si applicqg}ék R 1= > %
/\ -
Tensio ;Eg;aéhe 4.2.1 Tension d'essai selon le
tenu tableau VIII.

Il n'est permis ni claquage
<<:?\\\\\§>\\ |1 permanent ni contournement.
Rési;EEBQS;>> Paragraphe 4.2.5 Supérieure a 50 % des limitefs
d'isolemen applicables du tableau IX ou

du tableau X.

*) Pour les condensateurs céramique la variation de capacité ne doit pas
dépasser 10 %.

Essai continu de chaleur humide

Voir paragraphe 4.22 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

Mesures initiales

Les mesures initiales ont été effectuées au Groupe "O" du tableau II ou
du tableau IIT.
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4.11.5 Damp heat, cyclic,

Test Db,

— 87 —

remaining cycles

See Subclause 4.21.6 of IEC Publication 384-1.

4.11.6 Final inspection,

measurements and requirements

See Subclause 4.21.7 of IEC Publication 384-1,

Recovery shall be for 24 h + 2 h under standard atmospheric conditions for

testing.

After recovery, the capacitors shall be visually examined and measured and

shall meet the requirements of Table XII.

TABLE XII (r\\\\
N

Inspection or Inspection or Requireme

measurement measuring method

Visual Subclause 4.1 No v1s1b ‘E§£§§j

examination legible.

Capacitance Subclause 4.2.2 apac itance value

it %*) of the
ed in Subclause
<::\\\\ or 4.9.2 as

Tangent of Subclausé 4.2.3 The\increase of tan 8§ over the

loss angle 1 measured in Group "O"

(metallized all not exceed:

capacitors ,008 for Cg i 1 uF

only) 0,005 for CR > 1 wF

Re51sta us \\\}>4 IAEI <

(1fapp SK\X\ R1=2%

Voltage \f\\\ ubglauge 4. 2 1 Test voltage as in Table VIJI.
No permanent breakdown or
flashover is permitted.

I u1 Subclause 4.2.5 Greater than 50 % of the

resi nce applicable limits of Table IX
or Table X.

*) For ceramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 10 %.

4.12 Damp heat, steady state

See Subclause 4.22 of IEC Publication 384-1,

4.12.1 Initial measurements

Initial measurements have been made in Group "0" of Table II or Table III.

with the following details:

with the following details:
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4.12.2

4.12.3

4.13
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Conditions d'essai

Lorsque l'essai est effectué sur des condensateurs 3 diélectrique céra-
mique, une moitié de l'échantillon est soumise & une tension égale i la

b

tension nominale, et aucune tension n'est appliquée 3 1'autre moitié.

Pour tous les autres types de condensateurs, aucune tension n'est appli-
quée pendant cet essai.

Examen, mesures et exigences finales

Pour l'essai, le temps de reprise doit &tre de 1 h 3 2 h dans les
conditions atmosphériques normales d'essai.

Aprés le temps de reprise, les condensateurs doivent étre examinés et
mesurés et ils doivent répondre aux exigences du tableau II.

TABLEAU XIII <\ x

Contréle ou Contrdle ou Exige c;\\:§\ \\\\:>

mesure méthode de mesure <f\\\\ NS

Examen Paragraphe 4.1 as de\do \iﬁe ;;fgle.

visuel Le@rqu € dqQiy’ étre lisible.
"

Capacité Paragra 4.2 i e doit pas varijer
) par

la valeur mesurée |au
pe "0" du tableau II ou|du

;éxéérap

Tangente de
l1'angle de

pertes
(condeur
métallisésd

seulemeg}&\

;ETQ y&aaccroissement de tan § par
rapport a la valeur mesurée

au Groupe "O" ne doit pas étre
supérieur i

0,008 pour Cg ﬁ 1 uF
0,005 pour Cr > 1 WF

Résistanc P ‘;E?g;he 4.2.4 IAB’ <59
(si plicable) RI -

si d Paragraphe 4.2.1 | Tension d'essai selon le
tenu tableau VIII.
Il n'est permis ni claquage
permanent ni contournement.

Résistance Paragraphe 4.2.5 Supérieure & 50 % des limites
d'isolement applicables du tableau IX ou
du tableau X.

*) Pour le condensateurs céramique la variation de capacité ne doit pas
dépasser 15 %.

Impulsion de tension

Cet essai est réalisé comme une partie de 1l'essai d'endurance décrit au
paragraphe 4.14.
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4.12.2

4.12.3

4.13

Test conditions

When the test is made on ceramic capacitors, half of the sample shall have
the rated voltage applied and the other half shall have no voltage applied.

For all other capacitors, no voltage shall be applied during the test.

—_89 —

Final inspection, measurements and requirements

Recovery shall be for 1 h to 2 h under standard atmospheric conditions for

testing.

After recovery the capacitors shall be visually examined and measured and

shall meet the requirements of Table XIII.

TABLE XITT

Inspection or Inspection or Requlreme t

measurement measuring method

Visual Subclause 4.1

examination h legible.

Capacitance Subclause 4.2.2 ance value

w h1n 5 2*) of thg
"o of Table [II
II as applicable.

Tangent of Subclausgé 4.2.3 The increase of tan § over the

loss angle \'4 1 measured in Group "O"

(metallized all not exceed:

capacitors ,008 for Cy S 1 yF

only) 0,005 for Cg > 1 pF

Res1sta us \2)4 IQI <

(if app %\ R|=->%

Voltage e 4. 2 1 Test voltage as in Table VIJI.
No permanent breakdown or
flashover is permitted.

Subclause 4.2.5 Greater than 50 %Z of the
applicable limits of Table IX
or Table X.

*) For ceramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 15 %.

Impulse voltage

This test is to be carried out as a sequence with the endurance test
described in Subclause 4.14.
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